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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SECURITE DES MACHINES —
EQUIPEMENTS DE PROTECTION ELECTRO-SENSIBLES —

Partie 3: Prescriptions particuliéres pour les équipements

utilisant des dispositifs protecteurs optoélectroniques
actifs sensibles aux réflexions diffuses (AODDDR\

AVANT-PROPOS

1) La CHI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisatiopymondja S isati omposée
de I'epsemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationad 3E: r objet de
favoriger la coopération internationale pour toutes les questions { 8 aines de
I'électficité et de Ielectronlque A cet effet, la CEI, entre autres a 'V|tes s i ationales.

Leur dlaboration est confiée a des comités d'études, aux trava i ational intérepsé par le
sujet fraité peut participer. Les organisations internationales gouvern on gouvernemeftales, en
liaisor) avec la CEl, participent également aux travaux. 8troi ent avec I'Organisation
Internptionale de Normalisation (ISO), selon des conditign ipns.

2) Les dgcisions ou accords officiels de la C € afit 2s représentent, dans |a mesure
du pogsible, un accord international sur 1€ jets gtudiés| étant\donh€’ que”’les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les dpcuments produits se présentent so mandations internationales. lls sopt publiés
commle normes, spécifications techniques, rappor igles ou™guides et agréés comme tels par lep Comités
nationfaux.

ifés nationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
fagon [transparente, dan ormes internationales de la CEIl dans leufs normes
nationfales et régionales. e de la CEl et la norme nationale ou|régionale
corregpondante doit étrg indiguée R irs\dans cette derniére.

5) La CHI n’a fixé
n’'est pas engagé

4) Dans |e but d'encourager I'¢nifi

onsabilité

6) L'attemtion est attiréé\sur e 1S vent faire
I'objet] de droits & int nue pour

responsable de n e.
La Nor la CEl:
Sécurité 'études

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

44/287/FDIS 44/293/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.
Les annexes A et B font partie intégrante de cette norme.

Les annexes C, AA et BB sont données uniquement a titre d'information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SAFETY OF MACHINERY —
ELECTRO-SENSITIVE PROTECTIVE EQUIPMENT —

Part 3: Particular requirements for Active Opto-electronic
Protective Devices responsive to
Diffuse Reflection (AOPDDR)

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide orgapiza lomprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). T promote
interngtional co-operation on all questions concerning standardizatig fields. To
this epd and in addition to other activities, the IEC publishes In aration is
entrugted to technical committees; any IEC National Commj i with may
participate in this preparatory work. International, governm s liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC colfabor, clasely janization
for Sfandardization (ISO) in accordance with condit ¢rmined \by agfeement between| the two
organjzations. "Q

2) The fprmal decisions or agreements of att express, as nearly as pogsible, an
interngtional consensus of opinion on the re nical committee has reprg¢sentation
from gll interested National Committees.

3) The dpcuments produced have the form of feco ernational use and are published ip the form
of stgndards, technical specifications s and they are accepted by thgq National
Comnyittees in that sense

4) In order to promote int aMCommittees undertake to apply IEC International
Standprds transparentl 8 i ible in their national and regional standards. Any
divergence between the Stan and\the torresponding national or regional standard shall pe clearly
indicated in the | .

5) The IEC provide te its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared tg ¢’ of its standards.

6) Attentjon is drawp/ sibility that soine of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. esponsible for identifying any or all such patent rights

Internat 3 has been prepared by IEC technical committee 44: Safety

of machjr ical aspects, in collaboration with CENELEC technical committee

44X: Sa ery —)Electrotechnical aspects

This IntgrnationalPStapdard is to be used in conjunction with IEC 61496-1:1997.

The text of this standard IS based on the following documents:

FDIS Report on voting
44/287/FDIS 44/293/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

Annexes A and B form an integral part of this standard.

Annexes C, AA and BB are for information only.
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2006.
A cette date, la publication sera

e reconduite;

e supprimée;

e remplacée par une édition révisée, ou
« amendée.

Cette norme a le statut de norme dédiée a un produit et peut étre utilisée comme référence
normative pour une norme de produit concernant la sécurité.

@%
8
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The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged
until 2006. At this date, the publication will be

¢ reconfirmed;

¢ withdrawn;

« replaced by a revised edition, or
¢ amended.

This standard has the status of a dedicated product standard and may be used as a normative
reference in a dedicated product standard for the safety of machinery.

@%
8
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INTRODUCTION

Un systeme de protection électro-sensible (ESPE) est utilisé sur les machines présentant des
risques d’accident pour les personnes. Il fournit une protection en mettant la machine en un

état sQr

avant qu’une personne ne puisse se trouver dans une situation dangereuse.

Cette partie compléte ou modifie les articles correspondants de la CEI 61496-1 pour définir des
prescriptions particulieres de conception, de construction et d'essais d'équipements de
protection électro-sensibles (ESPE) pour la sécurité des machines, utilisant pour la fonction de
détection des systémes actifs optoélectroniques sensibles aux réflexions diffuses (AOPDDR).

partie 3] cet article ou ce paragraphe s'applique pour autant que cel

cette p

la partig 1 doit étre adapté en conséquence.

Les annexes complémentaires sont appelées AA, BB, etc.

Chaque

de cetts

particulip

de l'équyi
I'attentid

NOTE L
d’ordre g
décrit da

préparatign.

rtie spécifie «addition», «modification» ou «remplacement»

knéral et de fagon a couvrir les caragtéristigues spéciiquedypertinentes a l'utilisation du type
s cette partie de la CEL 61496. Une \nor % ication_pour différents types d’ESPE est en

9

hs cette
| orsque
jdant de

‘objectif
machine
Fnisseur
contexte
00.

‘information

de ESPE
cours de
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INTRODUCTION

An electro-sensitive protective equipment (ESPE) is applied to machinery presenting a risk of
personal injury. It provides protection by causing the machine to revert to a safe condition
before a person can be placed in a hazardous situation.

This part supplements or modifies the corresponding clauses in IEC 61496-1 to specify
particular requirements for the design, construction and testing of electro-sensitive protective
equipment (ESPE) for the safeguarding of machinery, employing active opto-electronic
protective devices responsive to diffuse reflection (AOPDDRSs) for the sensing function.

Where @ particular clause or subclause of part 1 1S not mentioned in this p thaf cjause or
subclauge applies as far as is reasonable. Where this part states "additi tion" or
"replacgment”, the relevant text of part 1 should be adapted according

Supplementary annexes are entitled AA, BB, etc.

Each type of machine presents its own particular hazardg, and\it of this
standargl to recommend the manner of application of the ESF i ne. The
applicatjon of the ESPE should be a matter for agreemxient betwee i lier, the
maching user and the enforcing authority. In this @ ' relevant
guidanck established internationally, for example/Ts

NOTE A specific
character gndard for

various tyf
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SECURITE DES MACHINES -
EQUIPEMENTS DE PROTECTION ELECTRO-SENSIBLES —

Partie 3: Prescriptions particulieres pour les équipements
utilisant des dispositifs protecteurs optoélectroniques
actifs sensibles aux réflexions diffuses (AOPDDR)

1 Domaine d’'application

Remplafement:
La prése tion, de
constru 5écurité
des maf oniques
sensiblg ée aux
spécific n ESPE
peut co our ces
fonction
La présg ction et
sa disp Stitue le
danger 'HSPE.
Les AO [ iti i ansibles qui ont une zone de déetection
bidimenki [ i par un
ou des ¢metteurs. Quand e bxemple
ou une partie de son corp i went émis est réfléchi par réflexion diffuse
sur le ol les éléments S I8y etection de I'objet.
NOTE [ans certai cas\i ymmandé \Je prendre en compte les limites du capteur par [rapport a
I'utilisatioh. Par exemp
— Les olyj dleur de la
réflec
— Ladé étements
de la i peuvent
ne pa
Les AOP insi que
ceux do Y'est autre que celui généré par 'AOPDDR lui-méme sont exclus de
cette pdrtie.-Cette panNie peut servir de guide pour les détecteurs qui utilisent des lophgueurs
d’ondes|hors-de cette’plage. Sont aussi exclus de cette partie les AOPDDR dont la caplacité de
détection'spécifiée est en dehors de la plage de 50 mm a 100 mm.

Il est possible que cette partie soit utilisable pour des applications autres que la protection des
personnes, par exemple la protection des machines ou des produits contre des dommages
mécaniques. Dans ces applications, des prescriptions supplémentaires peuvent étre
nécessaires comme dans le cas ou les matériaux qui ont & étre reconnus par le dispositif de
détection possedent des caractéristiques différentes de celles des personnes et de leurs
vétements.

Cette partie n’englobe pas les prescriptions relatives a I'’émission concernant la compatibilité
électromagnétique (CEM).

Les équipements optoélectroniques qui effectuent des mesures de distances unidimension-
nelles ponctuelles, par exemple les détecteurs de proximité, ne sont pas couverts dans la
présente partie.
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SAFETY OF MACHINE

RY —

ELECTRO-SENSITIVE PROTECTIVE EQUIPMENT —

Part 3: Particular requirements for Active Opto-electronic

Protective Devices respo

nsive to

Diffuse Reflection (AOPDDR)

1 Scgpe

Replacgment:

This part of IEC 61496 specifies additional requirements for ion and

testing pf electro-sensitive protective equipment (ESPE) for the sa g chinery,

employihg active opto-electronic protective devices responsiveto\diffusefefiection (AOPDDRS)

for the pensing function. Special attention is directed to T e i that an

appropr safety-

related and in

annex A

This p and its

dispositjon in relation to hazardous part litutes a

hazarddus state of any machine. It is regtricted

AOPDDRs are devices wherein

radiatio emitted

radiatio n of the

emitted eby the

presence of the

NOTE Under certain ered. For

example:

— Objec b value is
less t

- Thed thing of a
perso

Exclude e range

820 nm OPDDR

itself. Fpr/sensing devices that employ radiation of wavelengths outside this range, this part

may belused as a guide. Also excluded are AOPDDRs having a stated detection cppability

outside the range 50 mm to 100 mm.

This part may be relevant to applications other than those for the protection of persons, for
example, for the protection of machinery or products from mechanical damage. In such
applications, additional requirements may be necessary, for example, when the materials that
have to be detected by the sensing function have different properties from those of persons

and thei

r clothing.

This part does not deal with electromagnetic compatibility (EMC) emission requirements.

Opto-electronic devices that perform only one-dimensional spot-like distance measurements,
for example, proximity switches, are not covered by this part.
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2 Références normatives

Addition:

CEIl 60068-2-14:1984, Essais d'environnement — Deuxiéme partie: Essais — Essai N: Variation
de température

CEIl 60068-2-75:1997, Essais d’environnement — Partie 2-75: Essais — Essai Eh: Essais aux
marteaux

CEIl 60825-1:1993, Sécurité des appareils a laser — Partie 1: Classification des matériels,
prescriptions et guide de Il'utilisateur

CEIl 61496-1:1997, Sécurité des machines — Equipements de protectiqn électro-sensibles —
Partie 1f Prescriptions générales et essais

EN 47111994, Vétements de haute visibilité de signalisation

3 Déflinitions

Addition:

3.301

disposi
disposit
tronique
disposit

uxI xigns diffuses (AOPPDR)
S émetteurs et récepteurs optoélec-
v ieur du

3.302

capacit
capacitg
détectio

zone de

3.303

zone ddg
zone ho
requise
zone de

est nécessaire pour atteindre la probabilité de détection
vettes d’'essai spécifiées (voir 4.2.13) a l'intériepr de la

4 Pre

L’article|correspondant de la partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes:

4.1 Prescriptions de fonctionnement

4.1.3 Types d'ESPE

Remplacement:

Dans la présente partie de la CEIl 61496, seul un ESPE de type 3 est pris en compte et il
incombe au constructeur de la machine et/ou a I'utilisateur de vérifier que ce type convient a
I'application particuliére.

L'ESPE de type 3 doit remplir les prescriptions de détection de défauts de 4.2.2.4 de la
présente partie. En fonctionnement normal, chacun des circuits de sortie d’au moins deux
dispositifs de commutation du signal de sortie (OSSD) de 'ESPE de type 3 doit étre mis a I'état
INACTIF lorsque le dispositif de détection est actionné ou lorsque I'alimentation du dispositif
est retirée.
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2 Normative references
Addition:

IEC 60068-2-14:1984, Environmental testing — Part 2: Tests — Test N: Change of temperature
IEC 60068-2-75:1997, Environmental testing — Part 2-75: Tests — Test Eh: Hammer tests

IEC 60825-1:1993, Safety of laser products — Part 1: Equipment classification, requirements
and user’s guide

IEC 61496-1:1997, Safety of machinery — Electro-sensitive protective~equipmept.<| Part 1:
General requirements and tests

EN 47111994, High-visibility warning clothing

3 Deflinitions

Addition:

3.301

active qpto-electronic protective dewjcexesy i eflection (AOPDDR)
device, |whose sensing function is pe tronic emitting and receiving
elements, that detects the diffuse reflecti Qtis adiations generated within the device by

an obje¢t present in a detection zone s

3.302
AOPDDR detection capabilit
ability td ad

3.303

toleran
zone ol
detectio

bility of

4.1 Fdnetional requirements

4.1.3 Types of ESPE
Replacement:

In this part of IEC 61496 only a type 3 ESPE is considered. It is the responsibility of the
machine supplier and/or the user to prescribe if this type is suitable for a particular application.

The type 3 ESPE shall fulfil the fault detection requirements of 4.2.2.4 of this part. In normal
operation, the output circuit of each of at least two output signal switching devices (OSSDs) of
the type 3 ESPE shall go to the OFF-state when the sensing device is actuated, or when the
power is removed from the device.
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Prescriptions de fonctionnement additionnelles:

4.1.4 Zone a capacité de détection limitée

Le bord le plus proche de la zone de détection ne doit pas étre éloigné de plus de 50 mm de la
fenétre optique, dans le plan de détection.

Une zone entre la fenétre optique et le commencement de la zone de détection se définit
comme une zone a capacité de détection limitée. De fagon a s’assurer qu’aucun danger ne
peut survenir dans une application particuliére a cause de cette zone entre la fenétre optique et
la zone de détection, ses dimensions et une information d’utilisation appropriée doivent étre
données par le fournisseur.

4.2 Piescriptions de conception

4.2.2 PRrescriptions de détection des défauts

4.2.2.2 | Prescriptions particuliéres pour un ESPE de type_ 1

Ce parajgraphe de la partie 1 n’est pas applicable.

4.2.2.3 | Prescriptions particuliéres pour un ESPE\de(type 2

Ce paralgraphe de la partie 1 n’est pasapplicaf

4.2.2.4 ; etype 3

Remplagpement:

Tout défaut unique de ja forctio feci 2 ant en une perte compléete de la gapacité
de détegtion spécifiée R dYj e passage de 'ESPE en I'état de blocage a
I'arrét dans le te de ifié

NOTE 1 |En ce qui e F illsant™Mdes miroirs rotatifs pour balayer la zone de détecfion, cette
prescripti isfaite™e y Q objet de référence défini situé a I'’extérieur de la zone de|détection
etdelaz

Un défd s &sultae ~ e détérioration de la capacité de détection spédifiée de
I’AOPDI i ) age de 'ESPE en I'état de blocage a l'arrét en moing de 5 s
consécytiveme iti

NOTE 2 Sy détékioration de la capacité de détection de '’AOPDDR comprennent:
— uneal
— une afigmentation de layéflectance minimale détectable;
— une bgisse'de la prétiSion de mesure.

Un défaut unique ayant pour conséquence une augmentation du temps de réponse au-dela du
temps spécifié ou la perte du bon fonctionnement d’au moins un des OSSD (impossibilité pour
cet OSSD de passer a I'état INACTIF) doit entrainer immédiatement le passage de I'ESPE a
une condition de blocage a l'arrét. Ce passage s'effectue dans un laps de temps égal a son
temps de réponse, ou immédiatement aprés I'un des événements suivants nécessitant un
changement d’état a la détection d’'un défaut:

— activation du dispositif de détection;
— mise hors/sous tension;

— réinitialisation du verrouillage de démarrage ou de verrouillage de redémarrage (voir A.5 et
A.6 de la CEIl 61496-1);

— signal d’essai externe, si disponible.

NOTE 3 Un signal d'essai externe peut étre requis quand, par exemple dans une application particuliere, il est
anticipé que la fréquence d’activation du dispositif de détection sera faible et que les OSSD ne seront surveillés que
lors du changement d’état.
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Additional functional requirements:

4.1.4 Zone with limited detection capability

The nearest boundary of the detection zone shall not be further than 50 mm from the optical

window in the plane of detection.

A zone between the optical window and the beginning of the detection zone is referred to as a

zone with limited detection capability. In order to ensure no hazard can arise in a p
application due to the presence of this zone between the optical window and the d
zone, its dimensions and appropriate information for use shall be provided by the suppli

articular
etection
er.

4.2 Design requirements
4.2.2 Fault detection requirements
4.2.2.2 | Particular requirements for a type 1 ESPE

This sulpclause of part 1 is not applicable.

4.2.2.3 | Particular requirements for a type 2 ESP

This sulbclause of part 1 is not applicable.

4.2.2.4 | Particular requirements for a

Replacgment:

A single complete loss of the stated AOPDDR
detection capability shall aus the E P pecified
responsfe time.

NOTE 1 |For AOPDPR\using rotating mi } i , thi i ulfilled by
scanning pn a definre {ce objéct located owtside’the detection zone and the tolerance zone.

A single of the stated AOPDDR detection capability shgll cause
the ES ence of
that fault

NOTE 2

— incregfs

— incredse in 1k

— decregse of measwemsg

A single preventing

at least one OSSD gomg to the OFF state shall cause the ESPE to go to a Iock out condition

immediately, i.e. within the response time, or immediately upon any of the following
events where fault detection requires a change in state:

— on actuation of the sensing function;
— on switch off/on;

demand

— on reset of the start interlock or the restart interlock, if available (see A.5 and A.6 of

IEC 61496-1);
— on the application of an external test signal, if available.

NOTE 3 An external test signal may be required if, for example, in a particular application, the frequency of
actuation of the sensing function is foreseeably low and the OSSDs are monitored only at the change of state.
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Un ESPE ne doit pas pouvoir réaliser une réinitialisation automatique a partir d’'une condition
de blocage a l'arrét par interruption et retour de l'alimentation secteur ou de n'importe quelle
autre fagon quand le défaut ayant entrainé la condition de blocage a I'arrét est encore présent.

Dans les cas ou un défaut unique, qui ne provoque pas de défaillance dangereuse de I'ESPE,
n'est pas détecté, I'occurrence d’autres défauts ne doit pas causer de défaillance dangereuse.
Voir 5.3.4 pour vérification de cette prescription.

4.2.2.5 Prescriptions particuliéres pour un ESPE de type 4

Ce paragraphe de la partie 1 n'est pas applicable.

Prescrigtions de conception additionnelles:

4.2.12 |Intégrité de la capacité de détection de I'’AOPDDR

4.2.12.1] Généralités

ne/doit étre la cause
écifiées par le|fournis-

Le modgle de 'AOPDDR doit assurer qu'aucun des facteurs
de la détérioration de la capacité de détection en des
seur et par cette norme:

— vieillissement des composants;
— tolérfance des composants (par exemyle:

— changements de sensibilité relatifs A la distance
— limites d’ajustement;

— intenférences de I'e
a) RQruit du s@ '
b) ipterférenc e

c) ¢
d) d
e) t
f) Ik
9) §
h)
i) RHumidité;

ibrafions &

j) variations et interruptions des tensions d’alimentation.

Si un défaut unique (comme cela est spécifié dans I'annexe B de la CEl 61496-1), qui dans des
conditions normales de fonctionnement (voir 5.1.2.1 de la CEIl 61496-1), ne résulte pas dans
une perte de capacité de détection de 'AOPDDR, mais qui dans un cas de combinaison des
conditions ci-dessus, occasionne une telle perte de capacité de détection, ce défaut ainsi que
cette combinaison de conditions doivent étre considérées comme un défaut unique et
I’AOPPDR doit répondre a ce défaut unique comme cela est spécifié en 4.2.2.4.

NOTE La technique de balayage d’'un objet de référence permet de répondre a I'exigence relative au vieillissement
des composants. Il est possible d’avoir recours a d’autres techniques qui donnent le méme niveau de garantie.
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It shall not be possible for the ESPE to achieve a reset from a lock-out condition, for example,
by interruption and restoration of the mains power supply or by any other means, when the fault
which initiated the lock-out condition is still present.

In cases where a single fault which does not cause a failure to danger of the ESPE is not
detected, the occurrence of further faults shall not cause a failure to danger. For verification of
this requirement, see 5.3.4.

4.2.2.5 Particular requirements for a type 4 ESPE

This subclause of part 1 is not applicable.

Additionial design requirements:

4.2.12 Integrity of the AOPDDR detection capability
4.2.12.1 General

The deg d below

the limit
— ageing of components;
- com(
- dista
- limitq of adjustment;
- insed
- envir|
a) syistem noise;
b) elpectrical i
C) pq
d) cd
e) ar
f) an
g) bag
h) vi
i) hd
i) sypply.voltage variations and interruptions.

llution o

If a single fault (as specified in annex B of IEC 61496-1), which under normal operating
conditions (see 5.1.2.1 of IEC 61496-1) would not result in a loss of the stated AOPDDR
detection capability but, when occurring with a combination of the above conditions, would
result in such a loss, that fault, together with that combination of conditions, shall be
considered as a single fault and the AOPDDR shall respond to such a single fault as required
in 4.2.2.4.

NOTE The technique of scanning on a reference object can satisfy the requirement in respect of ageing of
components. Other techniques giving the same level of assurance may be used.
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4.2.12.2 Zones de tolérance et de détection

Le fournisseur doit spécifier la ou les zones de tolérance. Le fournisseur doit prendre en compte les
conditions du pire des cas y compris par exemple le rapport signal/bruit et I'écart type o en
considérant toutes les influences listées dans cette norme et toutes les influences
additionnelles spécifiees par le fournisseur (I'influence de I'environnement, les défauts des
composants etc.).

La zone de tolérance dépend des interférences systématiques, des erreurs de mesure, de la
résolution des valeurs de mesure etc., et est nécessaire pour assurer la détection dans la zone
de détection. Les figures la et 1b montrent des exemples de zone de tolérance.

babilite\de cjétection
hir cette

on (voir

Les éprpuvettes d’essai (voir 4.2.13) doivent étre détectées avec une
minimalg de 1 — 2,9 x 10=7 a I'intérieur de la ou des zones de déte
probabilité de détection minimale la zone de tolérance est ajoutée

figure BB.2, annexe BB).

NOTE 1 |La probabilité de détection dans cette partie est déterminée p n'est pas
liée a la grobabilité des défauts.
NOTE 2 |Une attention particuliere peut étre nécessaire quand la détectign de MAQOPDDR est faife de plus

d’un élémlent émetteur et/ou un élément récepteur pour s’assurer ue '’AORDDR¢ne présente pas une ou fles zones
a capacit¢ de détection limitée entre les champs de vision de cef

La frontjere entre la zone de détection i étre le point médign de la
distribution des valeurs de mesure dé i éfléctivité d’éprouvettq d’essai
égale ou comprise entre I'éprouvette I'éprouvette d’essai «blancdhe». Le
fournissieur doit mentionner la réflectivit d’essai utilisée ainsi que le dé¢tail des
calculs U ction de la déclaration du fourpisseur.

NOTE 3 ¢ g e 8t la zone de tolérance n’est pas nécesfairement
une const \ i

NOTE 4 7 ij faut que
I'erreur d 8es soit antomatiquement prise en compte pour la détermingtion de la
zone de t

NOTE 5 mesures
de distan

4.2.12.3 i ¢ balayage et temps de réponse

Le fourpi inNgpéxifienJ&s parametres appropriés de la ou des zones de détection
notam P ngle de balayage. La géométrie de balayage et/ou la fréquence de
balayagk tait € isapte de facon a s’assurer que I'éprouvette d’essai ayant un diametre
corresppndan esolution minimale spécifiée est détectée a la portée maxinmale. Le
fourniss écifier des valeurs comprises entre 50 mm et 100 mm comme p|us petit
objet d nce.

NOTE 1 La restriction de la taille du plus petit objet détecté a une plage de 50 mm a 100 mm est basée sur les
applications actuelles. Des prescriptions supplémentaires peuvent étre nécessaires pour des AOPDDR ayant des
capacités de détection en dehors de cette plage.

Les objets de la taille du plus petit objet détecté, qu’ils soient immobiles ou qu'ils se déplacent
dans la zone de détection a une vitesse pouvant aller jusqu’a 1,6 m/s, doivent étre détectés par
I'ESPE dans le temps de réponse spécifié. Le temps de réponse doit étre calculé par le
fournisseur en prenant en compte les conditions du pire des cas, tout particulierement en ce
qui concerne la fréquence du balayage et le mouvement des objets. Quand le fournisseur
stipule qu'un AOPDDR peut étre utilisé pour la détection d'objets se déplacant a des vitesses
supérieures a 1,6 m/s, les spécifications doivent étre tenues pour toute vitesse inférieure ou
égale a ces vitesses maximales spécifiées.
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4.2.12.2 Detection and tolerance zones

The supplier shall specify the tolerance zone(s). The supplier shall take into account worst-
case conditions including, for example, signal-to-noise ratio S/N and standard deviation o
considering all influences listed in this standard and any additional influences specified by the
supplier (environmental influence, component faults, etc.).

The tolerance zone depends on systematic interferences, measurement faults, resolution of the
measurement values, etc. and is necessary to assure detection within the detection zone.
Figures 1la and 1b show examples of tolerance zones.

The tes ction of
1-29 btection,
the tole

NOTE 1 nd is not
related to

NOTE 2 than one
transmittipg and/or receiving unit to ensure that the AOPDDR does g detection
capability|between the fields of view of these units.

The boyndary between the detection zone and the tolera e point of
the distfibution of measurement values determin 3 hal to or

lare the
verified

between that of the "black” test piece
reflectivjty of the test piece used and
by inspgction of the supplier's declaration

NOTE 3 t can, for
example,

NOTE 4 ction zone(s), the ranging error of the get values
is taken i lause A.11).

NOTE 5 ioma ati theTelationship between ranging accuracy and probability of
detection

4.2.12.3 < \ ing frequency and response time

The suppli ify vant parameters of the detection zone(s), including range and
scannin ye. i eometry and/or scanning frequency shall be sufficient t?£ensure
that a te i 9 \ ey’of the specified minimum detectable object size is detected at
the maxk & detection zone(s). The supplier shall define values in the fange of
50 mm minimum detectable object size of the AOPDDR. The minimum
detectalple ob may be distance dependent.

NOTE 1 |The- restriction~of the minimum detectable object size to the range of 50 mm to 100 mm is |based on
current applications. Additional requirements may be necessary for AOPDDRs having detection capabiliti¢s outside
this range.

Objects of the minimum detectable size that are either stationary or moving within the detection
zone at any speed up to 1,6 m/s shall be detected by the ESPE within the specified response
time. The response time shall be determined by the supplier taking into account worst-case
conditions, especially for the scanning frequency and the movement of objects. Where the
supplier states that an AOPDDR can be used to detect objects moving at speeds greater than
1,6 m/s, the requirements shall be met at any speed up to and including the stated maximum
speed(s).
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NOTE 2 La capacité de détection peut étre déterminée par la géométrie optique de ’AOPDDR de facon a ce qu'un
faisceau complet rencontre les éprouvettes d’'essai spécifiées au maximum de la zone de détection et de la zone de
tolérance pour un modele particulier. Dans ce cas, la distance entre le centre de deux faisceaux émetteurs
adjacents (a I'exception du premier et du dernier) ne dépassera pas la moitié du diameétre des éprouvettes d’essai.
Pour d’autres modeles, cela peut étre plus difficile de procéder a la vérification selon 5.2.1.2 et 5.2.11, notamment
quand il faut prendre en compte le mouvement des objets comme demandé ci-dessus.

NOTE 3 L’annexe AA.5 donne un exemple du calcul du temps de réponse.

Tous les points sur un chemin allant de tout point de la bordure de la zone de détection au ou
aux éléments récepteurs de 'AOPDDR doivent étre dans la zone de détection (voir 4.2.12.2)
ou dans la zone a capacité de détection limitée (voir 4.1.4).

4.2.13 Eprouvettes d’essai pour essais de type

4.2.13.] Généralités

Les épr par le
fourniss doivent
porter u les sont
destinée

Les épr aximale
spécifiép bourront
étre req

NOTE L 3
4.2.13.2

L’éprouyette d’essai noire pohgueur effective minimale dgq 0,3 m.
La surfdce de I’éprouvett ficient de réflexion diffuse dans Ja plage
de 1,6 % a 2,0 % incluant Y c la longueur d’onde de I'émetteur|et dans
des conditions normales\Cet ¢ i ¢rifiée par des mesures. Quand la valeur de

ominale de 1,8 % doit étre utilisée.

réflectance est ut
NOTE L figure 2 re < d'uhe reckerche de détermination de la réflexion d'une éprouvefte d'essai
«noire».

4.2.13.3
L'éprou ) t étre un cylindre d’'une longueur effective minimale d¢ 0,3 m.
La surfa e pPotLvetteNd essal doit av0|r un coefficient de réflexion diffuse dans la plage de

80 % a

4.2.13.4 [Eprouvettg d’essai rétro-réflectrice

L'éprouvette d’essal rétro-réflectrice doit étre cylindrique d’'une longueur effective minimale de
0,3 m. La surface de I'éprouvette d'essai doit porter un revétement rétro-réflecteur. Le
matériau doit étre en conformité avec les exigences relatives a la rétro-réflexion de I'EN 471,
classe 2 ou équivalente.

NOTE Le tableau 5 de la norme EN 471, définit le coefficient minimal de rétro-réflexion pour les matériaux de la
classe 2 comme étant 330 cd Oix~! Om~2 avec un angle de projection de 5° et un angle d’observation de 0,2° (12").

4.2.14 Longueur d’'ondes

Les AOPDDR doivent fonctionner a une longueur d’ondes comprise entre 820 nm et 946 nm.

NOTE Cette plage de longueurs d’'ondes est basée sur la disponibilité des composants et sur les travaux de
recherche qui ont démontré qu’elle est appropriée a une gamme de matériaux représentatifs des vétements d’'une
personne.
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NOTE 2 The detection capability may be determined by the optical geometry of the AOPDDR so that one complete
beam will impinge on the specified test pieces in the maximum range of detection zone and tolerance zone for a
special design. In this case, the distance between the centre of two adjacent transmitter beams (except the first and
the last one) will not exceed half the diameter of the test pieces. For other designs, it can be more difficult to carry
out the verification according to 5.2.1.2 and 5.2.11, especially when movement of objects is taken into account, as
required above.

NOTE 3 An example for the calculation of the response time is given in annex AA.5.

All points on a path projected from any point on the border of the detection zone to the
receiving element(s) of the AOPDDR shall be within the detection zone (see 4.2.12.2) or the
zone of limited detection capability (see 4.1.4).

4.2.13 Test pieces for type testing

4.2.13.1 General

The tes{ pieces are part of the AOPDDR and shall therefore be provided iexfor use
in the type tests of clause 5. They shall be marked with a type ifigation of
the AORDDR with which they are intended to be used.

The tes ¢ apability
(minimum diameter). Other diameters within the rangg required
for testi

NOTE T

4.2.13.2

surface
ncluding
ns. This
Culation,

The bla
of the td
measurgment accuracy,
value ﬂ\all be verified
the nomlinal value of 1,

NOTE F

4.2.13.3

surface
of the tgst piece 8 j o at the

The retno i m. The
surface |of\the test piece shall be of retro-reflecting material. The material shall comply|with the
requirements for retro-reflection of EN 471 class 2 or equivalent.

NOTE Table 5 in EN 471 defines the minimum coefficient of retro-reflection for class 2 material as 330 cd Olx~* Om—2
with an entrance angle of 5° and an observation angle of 0,2° (12').

4.2.14 Wavelength

AOPDDRs shall operate at a wavelength within the range of 820 nm to 946 nm.

NOTE This range of wavelengths is based on the present availability of components together with research which
shows it to be suitable for materials used as clothing.
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4.2.15 |Intensité du rayonnement

L’intensité du rayonnement généré et émis par ’AOPDDR ne doit en aucun cas dépasser, méme
en présence d'une défaillance de composant, les niveaux maximaux de puissance ou d’'énergie
d’'un laser de la classe 1, conformément a 9.3 et 9.4 et au tableau 1 de la CEl 60825-1.
Le marquage laser de la classe 1 doit étre effectué conformément a 5.2 de la CEl 60825-1.

4.2.16 Construction mécanique

Quand la capacité de détection peut étre abaissé en dessous de la limite spécifiée par le
fournisseur comme résultat d’'un changement de position de composants, la fixation de ces
composants ne doit pas seulement repaser sur |a friction

NOTE L¢ seul usage de trous de fixation oblongs peut provoquer, par exemple, un c ement posftion de la
zone de détection sous I'effet d’'une interférence mécanique comme un choc.

4.3 Piescriptions relatives aux conditions ambiantes

Addition:

NOTE C
véhicules

n sur des

4.3.1 H
Addition:
L’ESPE

rapide d
optique,

ariation
fenétre

Cette pi

4.3.2 H
Addition:

Les pre ent étre

appliqud

433 k&

Prescrigti

oola P | + 4 +
4333 wlidirgcinciit uc 1Tyt aturc

L'ESPE ne doit pas présenter de dommage, y compris des déplacements et/ou félures de la
fenétre optique, consécutifs aux essais de 5.4.4.3 et doit pouvoir continuer a fonctionner
normalement.

4.3.3.4 Résistance aux impacts
4.3.3.4.1 Fonctionnement normal
L'ESPE ne doit pas présenter de dommage, y compris des déplacements et/ou félures de la

fenétre optique, consécutifs aux essais de 5.4.4.4.2 et doit pouvoir continuer a fonctionner
normalement.
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4.2.15 Radiation intensity

The radiation intensity generated and emitted by the AOPDDR shall at no time, even in the
presence of a component failure, exceed the maximum power or energy levels for a class 1
laser in accordance with 9.3, 9.4 and table 1 of IEC 60825-1. The marking as a class 1 laser
shall be carried out as required in 5.2 of IEC 60825-1.

4.2.16 Mechanical construction

When the detection capability can be decreased below the limit stated by the supplier, as a
result of a change of position of components, the fixing of those components shall not rely
solely op friction

NOTE The use of oblong mounting holes without additional means could lead for ple_to aXcharge of the
position of the detection zone under mechanical interference such as bump.

4.3 Efpvironmental requirements

Addition:

NOTE T
automatig

on vehicles| including

431
Addition:

The ES
humidity

a rapid change of temperature and

This req

4.3.2
Addition:

The reqpi FSPEs.

4.3.3

Addition

4.3.3.3

The ES window,

4.3.3.4 Impact resistance
4.3.3.4.1 Normal operation

The ESPE shall be free of damage, including displacement and/or cracks of the optical window,
after the tests of 5.4.4.4.2 and it shall be capable of continuing in normal operation.
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4.3.3.4.2 Défaillance dangereuse

L'ESPE ne doit pas présenter de défaillance dangereuse aprés les essais de 5.4.4.4.3.

4.3.4 Enveloppes
Addition:

Les moyens d’assurer la fixation de I'enveloppe ou des enveloppes doivent étre fournis.

Les enveloppes d’'un AOPDDR contenant les éléments optiques doivent apporter un degré de
vardHAORBBR-est-mopte~comme—cela est

protectigr—e-ad—meirs—+HR65{veirta—GCE-60529quand opte=comme

an o To— T oo O

spécifié|par le fournisseur.

Prescriftions de conditions ambiantes supplémentaires:

4.3.5 Ipterférences lumineuses sur les éléments récepteurs
¢t sur d’autres composants optiques

L’ESPE|doit continuer a fonctionner normalement lorsg

— une umiére incandescente;
— une fumiére fluorescente produite pa ce;

ition de
seur de

— un fayonnement issu d'un AOPD
mongage liée a des interférences
I’AOPDDR.

Il ne doit pas y avoir de d

— une|lumiére incandescehte i a l'aide
d’'ung lampe a quar

— une [lumieére {
haute fréquence;

ique de

Le fourrjisseur doit spécifier le niveau maximal de pollution homogéne exprimé en pouncentage
de trangmission pour lequel il n'y a pas de détérioration de la capacité de détection spéfifiée.

L’AOPDDR doit continuer a fonctionner normalement lorsque I'énergie recue du signal du
systeme de détection lui-méme est réduite jusqu’a 30 % par la pollution homogeéne.

La pollution entre le ou les émetteurs/récepteurs et le début de la ou des zones de détection (y
compris les composants optiques) de 'AOPDDR, résultant en une diminution de la capacité de
détection, doit entrainer le passage des OSSD a I'état INACTIF.

Ces prescriptions sont vérifiées par les essais de 5.4.7.

NOTE Les essais listés en 5.4.7 peuvent ne pas couvrir toutes les formes possibles de pollution, par exemple
I'huile, la graisse et les matériaux usinés.
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4.3.3.4.2 Fail to danger

The ESPE shall not fail to danger after the tests of 5.4.4.4.3.

4.3.4 Enclosures
Addition:

Means shall be provided for the secure fixing of the enclosure(s).

Enclosures of the AOPDDR containing optical components shall provide a degree of protection

Of at Ie ot 1DAE (caa IEC ENE20V whan marintad ac cnacifind hvytha crinnliar
S99 (St E T S oo WO tE oS SPp e eyt e-—Supprey:

Additional environmental requirements:

435 L hents

The ES
- incarndescent light;

— fluorg

- radi
intesit

The ES

~ high-

— fluorg¢scent light operate ith A and with a high-frequency electronic
powqgr supply;

— strobjoscopic light;

bossible

- radiafion fro

These requirements

4.3.6

The su tage of
transmi

The AdQ of the
detection system itself’is attenuated by up to 30 % by homogeneous pollution.
Pollutionr—between—the tlallblll;ttilly atreHot |C\,civi||9 ch—uncnt(a) ant—the bcy;llll;ll of the

detection zone(s) (including optical components) of the AOPDDR resulting in a loss of the
stated detection capability shall cause the OSSDs to go to the OFF-state.
These requirements are verified by the tests of 5.4.7.

NOTE The tests listed in 5.4.7 may not cover all possible forms of pollution, for example, oil, grease and process
materials.
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Tous les moyens de surveillance de la pollution utilisés pour détecter une perte de la capacité

de détection spécifiée doivent étre conformes a toutes les prescriptions applicables de cette

4.3.7 Interférence de l'arriere-plan

La zone de tolérance spécifiée ne doit pas étre étendue du fait d’interférences de l'arrié
Cette prescription est vérifiée par les essais de 5.4.8.

norme.

re-plan.

NOTE 1 Le fournisseur peut préciser pour '’AOPDDR une valeur de réflexion maximale qui est surveillée par
I’AOPDDR lui-méme et qui fait passer les OSSD a I'état INACTIF si la valeur de réflexion maximale spécifiée est
dépassée. L'interférence d’arriere-plan causée par des matériaux ayant de plus hautes valeurs de réflexion peut

alors étre exclue.

NOTE 2 [Les arriere-plans qui_peuvent perturber les resuliats de mesures comprennent les reiflectgurs coins
cubiques,|les dalles, les plaques en métal, le papier blanc, etc.

NOTE 3 |Les rétro-réflecteurs sont considérés comme un arriére-plan dans le cad pacité de
détection|et de précision de mesures (voir 5.4.8). Si les rétro-réflecteurs dans l'aryiers s défauts
de mesulfes, il peut étre possible, dans des applications spécifiques, d'utiliser 3t qu’une
extension|de la zone de tolérance.

4.3.8 Manipulation

Toute téntative de déjouer 'AOPDDR en couvrant d’autres
parties |[du capteur (si applicable) ou en placant d j lazone de capdqcité de
détection limitée (voir 4.1.4) ne doit pas réduire [ cas, les
OSSD doivent passer a I'état INACTIF en mof a l'état
INACTIF tant que la manipulation subsi

4.3.9 Ombrage optique dans la zong

La capdcité de détectio pts sont
présents dans la zone n essai
conformément a 5.4.10. filtrage
logiciel |nclus.

NOTE Dgs algorit nple pour
améliorer|la fiabilité devfor

4.3.10

La dériy etection
en dess buse de
I'ESPE, pcage a
I'arrét.

Si un oljjetde référence est utilisé pour surveiller le vieillissement et la dérive de composants,
des variationsdesesproprietés{parexempte,taréftexion)quipeuvententraimertéchec a cet

essai ne doivent pas provoquer de défaillance dangereuse de 'ESPE. Si un objet de référence
est utilisé pour surveiller le vieillissement et la dérive de composants, il doit étre considéré

comme faisant partie de 'AOPDDR et doit étre livré par le fournisseur de 'AOPDDR.
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Any pollution monitoring means for detecting a loss of the stated detection capability shall

comply with all the relevant requirements of this standard.

4.3.7 Background interference

The stated tolerance zone shall not be increased by background interference. This requirement

is verified by the tests of 5.4.8.

NOTE 1 The supplier may specify the AOPDDR for a maximum reflectance value that is monitored by the
AOPDDR itself and which leads to the OFF-state of the OSSDs if the specified maximum reflectance value is
exceeded. Background interference by materials with higher values of reflectance can thereby be excluded.

NOTE 2 Backgrounds that may interfere with the measurement results include corner cube reflectors, tiles, sheet

metal, wh|

NOTE 3
accuracy

e paper, eic.

see 5.4.8). If retro-reflectors in the background lead to measurement fault

Retro-reflectors are considered as a background within the tests of detection

applicatiops to use other measures instead of an addition to the tolerance zone.

4.3.8 Manual interference

of the Housing of the AOPDDR or other parts (if applcab
zone of|limited detection capability (see 4.1.4). In suth

state within a time period of 5 s and the OSSDs
interfergnce is removed.

4.3.9

surement
n specific

window
thin the
he OFF-
manual

The AQ ' hen small objects are present in the

of operatipn.

4.3.10 Ageing of ;o

properti
referend
part of thelAOPDDR™and shall be provided by the supplier of the AOPDDR.

10. The

reliability

le stated
d of 5 s

NS in its
PE. If a
ed to be
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5 Essais
Cet article de la partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes:

5.1 Généralités
5.1.1.2 Conditions de fonctionnement
Addition:

Sauf spécification contraire dans cette partie et si la possibilité est laissée_de configurer la
zone de¢ détection, la zone de détection et la zone de tolérance doivént é caonfigurées
comme [suit:

— rayop respectivement largeur et longueur (ou valeurs équivalenté
de 1},0 m;

— addition de la zone de tolérance.

g’tection

Pour un Im, cette
distancs
Pour un y ) ction, la zone de détection
fixe doit

Pendan brpendi-

5.2 Ej

5.2.1 H

Rempla

5.2.1.1

La foncfion de détection ¥ comme
cela est :

— les ¢ nd I'axe

de I’ fiées;

— les ¢ssais“dvi lage de

préclision)-spécifiées par le fournisseur;

I b o Al o + loac onndlirio o A
- e nJIIIUIU, naa oTiITulUIT TU 1TCO LuUIliuitiviio  u

vérifient les prescriptions de 4.2.12.1.

o eonie i H
Co CToodio 111

e—tels qu’ils

Le tableau 1 montre une vue d’ensemble des essais minimaux requis.
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5 Testing
This clause of part 1 is applicable except as follows:

5.1 General
5.1.1.2 Operating condition

Addition:

Unless otherwise stated in this part, and if the facility is provided to set the detection zone, the

detection zone and the tolerance zone shall be set up as follows:

— radius respectively width and length (or equivalent values) of the dg
— additjon of the tolerance zone.

For an AOPDDR with a stated maximum detection distance_of
shall belused where 1,0 m is specified in clause 5.

For an 4
used fof all tests.

0Om;

Histance

shall be

During { e of the AOPDDR detection

zone.

5.2 Fdinctional tests
5.2.1 $Bensing function<a

Replacgment:

GeneraQ

5.2.1.1

The ser
taking if

- the t
piecq i
- the't
by th

- the rlumber, setection and conditions of the individual tests shall be such as to v
requiremeénts of 4.2.12.1.

pecified,

the test

) stated

brify the

Table 1 shows an overview of the minimum tests required.
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Tableau 1 — Vérification des prescriptions relatives a la capacité de détection (voir aussi 4.2.12.1)

Distance entre le début de la zone de détection cbté
AOPDDR et I'axe de I’éprouvette d’'essai

Essai Conditions Rayonde [0,1m® |0,5m]| 1,0 m | Chaque | Portée
I’éprouvette 1,0m max.
d’essai®
a [ Pouvoir de réflexion Eprouvette d’essai noire X X X X X X
(voir 4.2.13.2)
b [ Pouvoir de réflexion Eprouvette d’essai blanche X X X X X X
(voir 4.2.13.3)
¢ | Pouvoir geTéftfexiom Eprouvette dessarTetro= X X X . X X
réflectrice (voir 4.2.13.4) (
N
d [ Vieillissement des D
composalnts (\
e | Défauts gles composants |V
non déteftés
f | Perturbation électrique 4.3.2,5.2.3.1 et 5.4.3 de 4
excepté les variations de |la CEl 61496-1 sont A
tension d'alimentation et |applicables
les couplires de tension \/
d’alimenfation —~ Q R
g | Variations de tension/ Eprouvette d’essai e > X
coupureq de la tension (voir 4.2.13.2)
d’alimentation
h [Pollution|sur la surface | X
de la fengtre optique
du boitie (\
i | Variation|de température Wmum\(\ B )\) X
ambiantg ~
j | vVariation| de température um X
ambiante /\ ndens iom3)
k | Humidité, 'Sé\g&st\mhc%ke X X
| | Interférences lumineysds\ Voi 2 \
m| Interférefce de 'arriexe- |Mas entre
plan d’essai noire et
conformément
tance de l'arriere-plan
a) réflecteur cubique de X
coin %
b) de 1,8 % a5 % X
CJ_autre reffexion pertmente X
entre a) et b)
n | Vibrations et chocs 5.4.4 est applicable X
1 Il convient que les effets de vieillissement des composants, les défauts de composants non détectés et la pollution
sur la surface de la fenétre optique du boftier soient traités pendant les essais d’endurance, dans le cas contraire
des essais supplémentaires peuvent étre nécessaires.
2)  AOPDDR dans I'enceinte d’essai — enceinte d’essai ouverte — commencer les essais en 1 min.
3)  AOPDDR dans I'enceinte d’'essai — enceinte d’essai ouverte — essai sans condensation.
4 L’arriére-plan doit étre disposé comme cela est indiqué a la figure 3a.
5 Voir également la note 1 de 4.3.7 et 5.4.8.
6)

Si les distances spécifiées ne peuvent étre réalisées a cause de contraintes physiques, alors I’éprouvette d’essai
doit étre placée aussi proche que possible de la distance spécifiée dans le plan de détection.
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Table 1 — Verification of detection capability requirements (see also 4.2.12.1)

Distance between detection zone origin at
the AOPDDR and test piece axis

Test Conditions
Test piece | 0,1 m® | 0,5m | 1,0m | Every | Max.
radius® 1,0 m | range
a| Reflectance Black test piece X X X X X X
(see 4.2.13.2)
b [ Reflectance White test piece X X X X X X
(see 4.2.13.3)
C Reflec [ATTC T RCtIU ICI‘:Cbt;VC tCOt pIC\.’C X
(see 4.2.13.4) AN
d| Ageing| of components n & (N
e| Undetdcted faults of D X \/
compohents /\
f [ Electri¢al disturbances 4.3.2,5.2.3.1 and 5.4.3 \ X
except|supply voltage of IEC 61496-1 apply 4
variatigns and supply
voltagq interruptions /\
g| Supply|voltage variations | Black test piece \/ X
and supply voltage (see 4.2.13.2)
interruptions /\ ‘\/’
h| Pollutign on the surface | % \J X
of the @ptical window of
the hoysing
i | Ambieft temperature SNmaximUn—\i \\5 \\/ X
variatiqn /\ N
j | Ambient temperature 0°o inmm ~pon- J X
variatign \c&g)ée\n ing 3
k | Humidity (\ 25.4.2 a%pl&\ \/ X
| | Light interference /\ Mble\z\ ~ > X
m| Background interfefence e distapce
n "black”test piece
round according
n4
Background reflectance:
a) gorner cube reflector % X
b) from 1,8 % to 5 % X
c) other relevant reflecti- X
vities between a) and b)

=}

Vibratiomamdomp SAAapptes X

1) Effects of ageing of components, undetected faults of components and pollution on the surface of the optical
window of the housing should be addressed within the endurance test, otherwise additional tests may be
necessary.

2) AOPDDR in test chamber — open test chamber — start test within 1 min.

3) AOPDDR in test chamber — open test chamber — test without condensation.
4 The background shall be arranged as indicated in figure 3a.

%) See also 4.3.7, note 1 and 5.4.8.

6 If the specified distances cannot be achieved because of physical constraints, then the test piece shall be
placed as close as possible to the specified distance in the plane of detection.
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5.2.1.2 Intégrité de la capacité de détection
5.2.1.2.1 Généralités

Il doit étre vérifié que la capacité de détection spécifiée de 'AOPDDR est maintenue ou que
I'ESPE ne rencontre pas de défaillance dangereuse, par une analyse systématique de
I'architecture de 'AOPDDR, en utilisant des essais quand cela est approprié et/ou requis, en
prenant en compte toutes les combinaisons des conditions spécifiées en 4.2.12.1 et des
défauts spécifiés en 5.3.4. Les résultats de I'analyse systématique doivent identifier quels
essais de l'article 5 nécessitent, en outre, une mesure du temps de réponse.

Les cond apacité de détection

doivent |prendre en compte les objectifs de 5.2.1.1. Au minimum Ies serle esures

répertor, ees dans le tableau 1 et le tableau 2 d0|vent étre effect G endroit

nécess e\ adtion. En

ce qui concerne les AOPDDR ayant plus d’'un émetteur et/ou récepteur,\i , Pessaire

d’effectyier des mesures pour chaque unité. Lorsque les valeurs/deums es pour

vérificat i g S indivi-

duelles

Les disq ) compa-

tibles a Sristi ' ayé. ssais™d’interférence lumineuse

doivent atfe i a des

distancs étection

maxima

— Iépr gais qui,
pour

- le dip installé
penc

- I'AO INACTIF
pencantquekﬁ

— ensyite, la so 4

— I'esdai doit cont

NOTE 1 ique, il peut

s’avérer rlé

NOTE 2 |[Lgs AOPDDR

peuvent &g

5.2.1.2.

L'influejcevde la lumiére incandescente sur la capacité de détection doit étre essayée en

utilisant la configuration indiquée a la figure 3b ou 3c. Lors de l'essai conformément a la
figure 3b, des valeurs de mesure sont nécessaires pour Vvérifier I'intégrité de la capacité de
détection. Lors de I'essai conformément a la figure 3c, 'ESPE doit rester dans I'état INACTIF
pendant la séquence d’essai.

La mesure de l'intensité lumineuse doit étre effectuée au niveau de la fenétre optique de
'’TAOPDDR quand l'essai est effectué a une distance de fonctionnement de 1,0 m. Quand
I'essai est effectué a la distance de fonctionnement maximale, la mesure de lintensité
lumineuse doit étre effectuée dans le plan de détection a une distance de 1,0 m de I'éprouvette
d’essai en direction de 'AOPDDR. La lumiere perturbatrice doit étre dirigée directement le long
de I'axe optiqgue du ou des récepteurs. L’essai de I'influence de la lumiére incandescente sur
I'intégrité de la capacité de détection (précision de mesure) doit étre effectué comme suit:

— L’intensité lumineuse doit étre la plus proche possible de la valeur maximale de 3 000 Ix
avec 'AOPDDR restant en fonctionnement normal.
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5.2.1.2 Integrity of the detection capability
5.2.1.2.1 General

It shall be verified that the stated AOPDDR detection capability is maintained or the ESPE does
not fail to danger, by systematic analysis of the design of the AOPDDR, using testing where
appropriate and/or required, taking into account all combinations of the conditions specified
in 4.2.12.1 and the faults specified in 5.3.4. The results of the systematic analysis shall identify
which tests in clause 5 require, in addition, a measurement of the response time.

The conditions and the number of measurements requwed to determine the integrity of the

detection he series

of mea ssary to

verify the integrity of detection capability within the detection zone. Fg with more

than ong transmitting and/or receiving element, it may be necessary 16 ements

for eacl element. When measurement values are required for ver|f|c it shall

be based on a minimum of 1 000 single measurements at each p0O35iti iece.

The tegt arrangement used for the tests of 5.2.1.2.2 5.21X. .1.2.4 ghall be

compatiple with the characteristic of the AOPDDR unde ) ' i < 5ts shall

be carr % i een the

AOPDD The test

sequenc

- the t¢ or tests
accofdi

- the ¢ igures 3c
or 3flare performed;

- AOPDDR shall be in q atl ¥SDs in the OFF-state whilst the tests
accofding to figures|S ned;

- the interfering light s

- the test shalI@

NOTE 1 t may be

necessary

NOTE 2 used for

these me

5.2.1.2.

The infl b tested

using thedeonfiguration shown in figures 3b or 3c. When testing according to figure 3b,

: . . . . ik When

testing according to figure 3c, the ESPE shall stay in the OFF-state during the test sequence.

The measurement of the light intensity shall be carried out at the optical window of the
AOPDDR when testing with an operating distance of 1,0 m. When testing at the maximum
operating distance, the measurement of the light intensity shall be carried out in the detection
plane at a distance of 1,0 m from the test piece towards the AOPDDR. The interfering light
shall be directed along the optical axis of one or more receiving element(s). The test for the
influence of incandescent light on the integrity of the detection capability (measurement
accuracy) shall be performed as follows:

— The light intensity shall be as close as possible to a maximum value of 3 000 Ix consistent
with the AOPDDR remaining in normal operation;
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Si le plus haut niveau d’éclairage direct pour lequel T AOPDDR demeure en fonctionnement
normal est inférieur a 1 500 Ix, un essai additionnel doit étre effectué avec la source lumi-
neuse réfléchie sur TAOPDDR par un objet de taille 0,5 m x 0,5 m ayant une surface de
réflexion diffuse. L'objet doit étre placé en dehors de la zone de détection et de la zone de
tolérance. Le coefficient de réflexion diffuse de I'objet doit étre supérieur a 80 % pour les
longueurs d’'ondes utilisées par 'AOPDDR lui-méme et doit étre dans la plage utilisée pour
la mesure de l'intensité. L'intensité lumineuse pour cet essai additionnel doit étre la plus
proche possible de la valeur maximale de 3 000 Ix avec 'AOPDDR restant en fonction-
nement normal.

NOTE La position relative de la source de lumiéere interférente, de I'éprouvette d’'essai et de '’AOPDDR peut

affecter la capacité de détection. Par exemple, une perte de capacité de détection due a I'existence d’'un temps
de récupération peut étre révélée quand I'éprouvette d'essai est placée dans le cycle de balayage

imméetaterrentaprestasourcetumreuse-dinterférence{voltigures3b-et-36)
5.2.1.2.8 Influence de la lumiére incandescente réfléchie par I'arri
L'influence sur l'intégrité de la capacité de détection par la lumiére i hie par
I'arrieretplan doit étre essayée en utilisant la configuration prése i 5 Esai doit
étre conduit & un niveau d’intensité maximale auquel I'AQPD iomnement
normal.|Le niveau doit étre au minimum de 1 500 Ix. Quaqd I'? nction-
nement|normal au-dessus de 3 000 Ix le niveau d’essaidQi sure de
I'intensité réfléchie doit étre conduite dans le plan de dé axe de\l'éprouvette d’essai.
Les deyx essais sur l'influence de la lumiére i ¢ hcité de
détection (précision de mesure) doive i i
— la lymiére doit étre générée par un Cela est
décrjt en 5.4.6.2;
— la squrce de lumiére doijt étre situ rone de
tolérnance;
— la squrce de lumiere
5.2.1.2.
L'influen i scopique’sur l'intégrité de la capacité de détection doit étre
essayee 3 pncerne
I'essai g acité de
détectiop. a l'état
INACTIK tuées a
50 Hz. copique
augmentee i i 2 5 Hz a 200 Hz sur une période de 3 min. Etant donnd que la
puissan X indépendante de la durée du flash de la source de |lumiere
strobosg¢opique , les valeurs d’intensité doivent étre associées a une impulsion
strobosg¢apigue rectangulaire dont la durée du flash est de 10 ps. La position du flash floit étre
fixe pendarties-essais:

L'essai de I'influence de la lumiére stroboscopique sur l'intégrité de la capacité de détection
doit étre effectué dans les conditions suivantes:

la lumiére perturbatrice doit étre représentée par la source de la lumiére stroboscopique
décrite en 5.4.6.2;

I'intensité lumineuse doit étre la plus proche possible de la valeur maximale de 130 Ix,
mesurée dans le plan de détection sur I'axe de I'éprouvette, avec 'AOPDDR restant en
fonctionnement normal;

la source de lumiere doit étre a I'extérieur de la zone de détection et de la zone de
tolérance;

la source de lumiére doit étre aussi proche que possible du plan de détection.
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If the highest level of direct illumination with which the AOPDDR remains in normal
operation is below 1 500 Ix, an additional test shall be carried out with light being reflected
to the AOPDDR by an object measuring 0,5 m x 0,5 m and having a diffuse reflective
surface. The object shall be located outside the detection zone and the tolerance zone. The
coefficient of diffuse reflection of the object used for this test shall be greater than 80 % in
the range of wavelengths used by the AOPDDR and in the range used for the measurement
of intensity. The light intensity for this additional test shall be as close as possible to a
maximum value of 3 000 Ix consistent with the AOPDDR remaining in normal operation

NOTE The relative position of the interfering light source, the test piece and the AOPDDR may affect the

detection capability. For example, loss of detection capability due to the existence of a recovery time may be
revealed when scanning the test piece immediately after the interfering light source (see figures 3b and 3c).

5.2.1.2.8 Influence of incandescent light reflected by the background

The infl 0 by the
backgro ‘>hall be
performg eration.
This intp normal
operatig ensity of
reflecte

Both tes apability
(measu

- theli

- theli

- theli

5.2.1.2.

The infl b tested
using the configutration sho iqure 3e,
measuré¢ment v 4 . When
testing @ccording t6 f quence.
The me ofN i out with
the flas r a time
period of the
strobos be pulse
having g A tests.
The tes e of stroboscopic light on the integrity of the detection capability|shall be
performged under th lowing conditions:

- the lightshatbe gc“lci'atcd by e oti’uuuo\.’uplu ||ght sotree-deserbetH54-6-2

the light intensity shall be as close as possible to a maximum value of 130 Ix measured in
the detection plane on the axis of the test piece consistent with the AOPDDR remaining in
normal operation;

the light source shall be located outside the detection zone and the tolerance zone;

the light shall be directed as close as possible to the detection plane.
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5.2.1.3 Essai d’endurance de la capacité de détection

Il doit étre vérifié que la capacité de détection est maintenue en conduisant les essais
d’endurance comme cela est présenté ci-aprés. Les résultats des analyses et des essais
relatifs & 5.2.1.2 doivent étre utilisés pour déterminer les conditions du cas le plus défavorable
et I'éprouvette d’essai appropriée (voir 4.2.13) a utiliser pour cet essai.

Un essai de fonctionnement limité B (essai B) en conformité avec 5.2.3.3 de la CEIl 61496-1
doit étre conduit avec 'ESPE en opération continue dans les conditions du pire cas trouvé.
L'éprouvette d'essai doit étre placée dans la position la plus défavorable et maintenue dans
cette position pour une période de 150 h.

S’il y a] plusieurs positions défavorables, I'essai doit étre conduit po dition de
I'éprouvette. L'existence possible de zones a capacité de détection Hmité i pris en
compte,

NOTE 1 |l est permis de modifier le matériel ou le logiciel (si applicable) lg S } ditions du

cas le plus défavorable.

NOTE 2 |Des exemples de configuration d’essai sont donnés aux figure

5.2.3 HKssais de fonctionnement limités

5.2.3.1 | Généralités

Addition:
En I'abg boe ou l'autre des éprouvettes| d’essai
spécifiép p les essais de fonctionnement limité.

Essais fonctionnels addition

5.2.9 EZprouvettZd’ S
Les valgurs de réfieCioi

examen

de la dé D’autres
éprouvettes d’'esgai Rer ) ou elles
réponds

5.2.10

La justd es ainsi
que la Z ésultats
des megurées-de la capacité de détection, conformément & 5.2.1.

5.2.11 Fréquence du balayage et géométrie du balayage et temps de réponse

Le respect des prescriptions relatives a la géométrie du balayage et a la fréquence du
balayage doit étre vérifié par des analyses et/ou des mesures. Le calcul du temps de réponse
doit étre vérifié par des analyses comprenant la vitesse, la pire direction et le principe de
balayage. Des mesures statiques et dynamiques supplémentaires doivent étre effectuées, si
nécessaire.

5.2.12 Longueur d’'ondes

La longueur d'ondes de I'’émetteur doit étre vérifiée par examen de la fiche de données ou par
des mesures.
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5.2.1.3 Endurance test of the detection capability

It shall be verified that the detection capability is maintained by carrying out an endurance test
as follows. The results of the analysis and testing according to 5.2.1.2 shall be used to
determine the worst-case conditions and the appropriate test piece (see 4.2.13) to use for
this test.

A limited functional test B (B test) in accordance with 5.2.3.3 of IEC 61496-1 shall be carried
out with the ESPE in continuous operation under the worst-case conditions determined.
The test piece shall be placed in a worst-case position and left in this position for a time period
of 150 h.

If there [is more than one worst-case position, the test shall be carried for eash-position of
the test] piece. The possibility of zone(s) of limited detection capapility skal_bextaken into
account

NOTE 1 |[Changes may be made to both hardware and software (if applicabl Hitions.

NOTE 2 |Examples of test configurations are given in figures 4a and 4b.

5.2.3 Limited functional tests
5.2.3.1 | General
Addition:

Unless
shall be

cording to 4.2.13.2 or #.2.13.3

Additional functional test

5.2.9 Test pieces fo

The stated refle piecés shall be verified by inspection of the spipplier’s
declaration (based” o \ Dy measurement. Other test pieces may be used,

providing they meettk

5.2.10
The su ne shall
be verif nd validity by comparison with the results of the measurements of

the detdcti ility atcording to 5.2.1.

5.2.11 $eamning geometry, scanning frequency and response time

The requirements relating to the scanning geometry and scanning frequency shall be verified
by analysis and/or measurement. The calculation of the response time shall be verified by
analysis, including speed, worst-case direction and scanning principle. Additional static and
dynamic measurements shall be performed when necessary.

5.2.12 Wavelength

The transmitted wavelength shall be verified either by inspection of the device data sheet or by
measurement.
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Intensité du rayonnement

L’intensité du rayonnement doit étre vérifiée par des mesures conformément a la CEIl 60825-1
et par examen de la déclaration du fournisseur. La justesse du marquage laser de classe 1 doit
également étre vérifiée.

5.2.14

Les pre

Construction mécanique

scriptions de 4.2.16 doivent étre vérifiées par inspection.

5.3 Essai de performance sous conditions de défaut

5.3.2 HSPE de type 1

Ce paralgraphe de la partie 1 n’est pas applicable.

5.3.3 ESPE de type 2

Ce parajgraphe de la partie 1 n’est pas applicable.
5.3.4 HESPE detype 3

Remplagpement:

La juste
verifiées.

Une ana
équivalg
de faco
de bloc4d

a4.2.2.4.

Quand étecté et quand l'analyse spécifiée en 5.3.
CEIl 614 ] S 2e, les essais de passage de I'ESPE en cond
blocage an de défaillance dangereuse de 'ESPE doivent étre pg
avec le

essais d

par 'ESPE en se plagant dans une g
euse de I'ESPE ne se produit, confor

Uy I8 et tous les autres défauts ajoutés et retirés tour a t
e.effectiés pour tout défaut unique non détecté.

i

ent étre

In essai
uniques
ondition
mément

de la

ition de
ursuivis
bur. Les

Les esdais daceumulation de plus de deux défauts n’ont pas besoin d'étre effectués si la

probabi
et quid

iveht se produire dans une séquence spécifique, est faible.

v

:Fté d’occurcenge de plus de deux défauts, largement indépendants les uns de

autres

NOTE Les défauts matériels aléatoires, par exemple, sont considérés comme largement indépendants les uns des

autres.

On doit vérifier si la dérive ou le vieillissement des composants qui influencent la capacité de
détection entrainent le passage des OSSD a I'état INACTIF en moins de 5 s, conformément
a 4.3.10.

5.3.5 ESPE de type 4

Ce paragraphe de la partie 1 n’est pas applicable.
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5.2.13 Radiation intensity

The radiation intensity shall be verified by measurement according to IEC 60825-1 and
inspection of the supplier's declaration. The marking as a class 1 laser shall be verified for
correctness.

5.2.14 Mechanical construction

The requirements of 4.2.16 shall be verified by inspection.

5.3 Performance testing under fault conditions

5.3.2

This sulpclause of part 1 is not applicable.

5.3.3

This sulbclause of part 1 is not applicable.

5.3.4
Replace

The de
complet]

A Fault
necesss
the ESH

When al
be carri
the ESH

removed in turn.

Testing
more t
sequen(

NOTE F

Type 1 ESPE

Type 2 ESPE

Type 3 ESPE

ment:

sign rationale as required amined for correctne

ENess.

single f@s

bd out, the'te

It shall

ss and

, where
bcted by
curs, in

cannot
hnger of
ded and

specific

ewerified that the drift or ageing of components that influence the detection ¢

pability

will lead

to an OFF-state of the OSSDs within a time period of 5 s according to 4.3.10.

5.3.5 Type 4 ESPE

This subclause of part 1 is not applicable.
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5.4 Essais d’environnement
5.4.2 Variation de la température ambiante et humidité

Addition:

L’ESPE doit étre soumis a I'’essai de condensation suivant:

— [I'ESPE doit étre alimenté a sa tension nominale et stocké dans une chambre climatique a
une température ambiante de 5 °C pendant 1 h;

— la température ambiante et 'humidité doivent évoluer en une période de 2 min a une

o

tem + + l—'\) On;

— une [séquence d'essai C doit étre menée pendant une période de 1
d’espai noire (voir 4.2.13.2);

— la fdnction de verrouillage au redémarrage, si elle existe, ne dof
la sgquence d’essai C;

epfouvette

gendant

— poun vérifier la capacité de détection spécifiée de 'ESPE p sai C, il
fautjque:
a) S écrit en
=
b) 9

5.4.4.1 | Vibration
Addition:

A la fin des essais, il doit
lié & un|déplacement et/of

e 'AOPDDR qu’il n’y a pas de dégat
e optique. Il doit étre vérifié par yUn essai

que la zpne de détectio grientalion du plan de détection, taille ou pg¢sition.
54.4.2

Addition:

A la fin e dégat
lié a un Iin essai
que la Z

Essais ¢'e

5.4.4.3

L'ESPELdoi WYa valeurs

et conditions suivantes:

— température basse Tp: —25 °C;

— haute température Tg: 70 °C;

— quatre cycles;

— [I'ESPE ne doit pas étre alimenté pendant les cycles de température;

— durée t1: 60 min;

— ala fin des essais, il doit étre vérifié lors de l'inspection de 'TAOPDDR qu’il n'y a pas de
dégat lié a un déplacement et/ou a des fissures de la fenétre optique;

— une séquence d'essai B doit étre conduite dans les conditions d’environnement conformes
a 5.1.2.1 de la CEI 61496-1 afin de vérifier que I'ESPE est capable de continuer a
fonctionner normalement.
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5.4 Environmental tests
5.4.2 Ambient temperature variation and humidity

Addition:

The ESPE shall be subjected to the following condensing test:

- the ESPE shall be supplied with its rated voltage and stored in a test chamber at an ambient

temperature of 5 °C for 1 h;

jtest shall be performed with a duration of 10 min usin
(see 4.2.13.2);

a) the ESPE shall be operated with a detection zone
digtance between the AOPDDR and the test piece-axi

b) mpasurement values shall be used for verificatj
5.4.4.1 | Vibration
Addition:

At the €

or the absence of damage i

t piece

2 and a

ncluding

displacs all be verified by test that the detection
zone hal 1 i i skze or position.

5.4.4.2

Addition:

At the € Ve o Hall be inspected for the absence of damage ipcluding

displacq cal window. It shall be verified by test that the detection

zone hal

Additiork

5.4.4.3

The ESPESshall be subjected to a test Na according to IEC 60068-2-14 using the fpllowing

relevant values and condifions:

- low temperature Tp: —25 °C;

- high temperature Tg: 70 °C;

— four cycles;

— ESPE not energized during the temperature cycles;

— duration t1: 60 min;

- following the test, the AOPDDR shall be inspected for absence of damage including

displacement and/or cracks of the optical window;

— a B test shall be carried out in the test environment according to 5.1.2.1 of IEC 61496-1 to

verify that the ESPE is capable of continuing in normal operation.
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5.4.4.4 Essais au marteau

5.4.4.4.1 Généralités

L’ESPE doit étre soumis a des essais conformément a la CEl 60068-2-75 utilisant les valeurs
et conditions suivantes:

L'essai [de 5.4.4.4.2 doit étre effectué aprés que les essais de cha
de 5.4.4.3 ont été effectués et avant les essais de 5.4.5. L’essai de \§
apres I'g¢ssai de 5.4.5.

trois impacts;
montage avec ses propres moyens de fixations sur un support rigide plan;
pas de mesure initiale;

position telle que les impacts sont dirigés au centre de la fenétre optique dans le plan de
détection:

ESP[E non alimenté pendant les impacts.

bérature
pffectué

5.4.4.4.2 Fonctionnement normal

Pour vé mément

a la CEl

— éne

- ala pas de
dépl

— une utes les
posi

5.4.4.4,

Pour vé confor-

mément bS:

— énel

- ala pas de
déga

— une Ltes les
posifi

5.45 H

Rempla

Les prekcriptions de 4. 3.4 de cette norme sur les degrés de protection doivent étre eksayées

conformément a la CElI 60529 apres que les essais de 5.4.4, mis a part I'essai de 5.4.4.4.3, ont
été complétés. Les prescriptions restantes doivent étre vérifiées par inspection.

Essais d’environnement additionnels:

5.4.6 Interférence lumineuse sur les récepteurs d’'un AOPDDR et autres

composants optiques

5.4.6.1 Généralités

Les essais relatifs aux effets de l'interférence lumineuse sur les récepteurs d'un AOPDDR et
autres composants optiques décrits de 5.4.6.4, 5.4.6.5 et 5.4.6.6 doivent étre effectués dans
les conditions générales suivantes sauf spécification contraire:

la source de lumiere doit étre a I'extérieur de la zone de détection et de la zone de
tolérance;
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5.4.4.4 Hammer tests

5.4.4.4.1 General

The ESPE shall be subjected to tests according to IEC 60068-2-75 using the following values

and conditions:

— three impacts;

— mounting by its normal means on a rigid plane support;
— no initial measurements;

— attitude such that the impacts will be directed at the centre of the optical window in the

detegtiomptare;
- ESPI not energized during the impacts.

test of §.4.5 has been completed.

5.4.4.4.2 Normal operation

- impaft energy of 1,0 J;

- folloy
cracls of the optical window;

9.3 has
hfter the

ccording

ment or

- aB i at each position where th¢ stated

detegtion capability migh

5.4.4.4.8 Fail to dangle

To test that the
following values

— impaft energy ¢

- folloy
optic

- a C |test_skall\beNcaltied dut placing the test piece at each position where thg
detegti a g\-\‘ might be reduced by the impacts.

5.4.5 [Enclos

Replacgmeént:

-75, the

5 of the

e stated

The requirements of 4.3.4 of this standard for degrees of protection shall be tested in
accordance with IEC 60529 after the tests of 5.4.4 (excluding 5.4.4.4.3) have been completed.

The remaining requirements shall be verified by inspection.

Additional environmental tests:

5.4.6 Lightinterference on AOPDDR receiving elements and other optical components

5.4.6.1 General

Tests for the effect of light interference on AOPDDR receiving elements and other optical
components described in 5.4.6.4, 5.4.6.5 and 5.4.6.6 shall be carried out under the following

general conditions unless otherwise stated:

— the light source shall be located outside the detection zone and the tolerance zone;
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— la source de lumiére doit étre aussi proche que possible du plan de détection;
— lalumiére perturbatrice doit suivre directement I'axe optique d’'un ou de plusieurs récepteurs;
— la mesure de I'intensité lumineuse doit étre réalisée dans le plan du boftier de TAOPDDR.

Le dispositif d’essai utilisé doit étre compatible avec les caractéristiques de 'AOPDDR essayé.
La figure 3g donne un exemple de dispositif d’essai approprié a I'essai d’interférence lumi-
neuse sur les récepteurs d'un AOPDDR. Tous les essais doivent étre réalisés avec I'éprouvette
d’essai noire (voir 4.2.13.2). Pendant les séquences d’essai B et C, I'éprouvette d’essai doit
étre introduite dans la zone de détection de maniére a ce que la lumiéere perturbatrice ne soit
pas interrompue. L'éprouvette d’essai doit alors étre déplacée a une vitesse voisine de 0,1 m/s
dans toute la zone de détection & une distance uniforme de 'TAOPDDR.

compar
autres

supplén
défaillan
I'absend
pollution

NOTE Dlautres composants optiques peuvent
etc. fourn|s avec '’AOPDDR.

écepteurs, réflecteurs| lentilles,

Le tablelau 2 donne une vision générale de i erférences lumineuses.

5.4.6.2 | Sources de lumief
Les soufces de lumierendoi

a) Soufce de lumjers
linégire ayan

pe halogéne (quartz) a filament en tungsténe

00 W a1kWw;
toute valeur de la plage 100 V a 250 V;

tension nominale *2 %, courant alternatif sinuspidal de
48 Hz a 62 Hz;

150 mm a 250 mm.

montée sur un réflecteur parabolique de dimensions minimales 200 mm x
150 M ayant une surface a réflexion diffuse et une réflectance uniforme a +5 % qur toute
la plage de longueurs d’'ondes de 400 nm a 1 500 nm.
NOTE Cette source produit un faisceau d'intensité pratiquement uniforme avec une distribution spectrale

connue et ayant une modulation prévisible a deux fois la fréquence d’alimentation. Elle est utilisée pour simuler
a la fois la lumiére du soleil et I'’éclairage incandescent d’'un poste de travail.

b) Source de lumiére fluorescente: tube fluorescent linéaire ayant les caractéristiques suivantes:

— taille: T8 x 1 200 mm (diamétre nominal de 25 mm);
— puissance nominale: 30 W to 40 W;
— température de couleur: 5000 K a6 000 K
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- theli

ght shall be directed as close as possible to the detection plane;

- the interfering light shall be directed along the optical axis of one or more receiving

elem

ents;

- the measurement of light intensity shall be carried out in the plane of the housing of the
AOPDDR.

The test arrangement used shall be compatible with the characteristic of the AOPDDR under
test. A suitable test arrangement for the test of the light interference on AOPDDR receiving
elements is shown in figure 3g. All tests shall be carried out with the black test piece (see
4.2.13.2). During the B tests and C tests, the test piece shall be introduced into the detection
zone in such a manner that the interfering light is not interrupted. The test piece shall then be

moved at an approximate speed of 0,1 m/s throughout the detection zone @t a unjform
AOPDDR.

from the

The tes
carried
sensing
tests sh

determi
possiblg
of the E

NOTE O
within the|

Table 2

5.4.6.2

The ligh

a) Incandesce@
acteristic

char

ts described in 5.4.6.4.3, 5.4.6.4.4, 5.4.6.5.4, 5.4.6.5.5 and :

AOPDDR.

gives an overview of the light i

Light sources

listance

only be
for the

ight. The
is of the
igd out to

b detect
danger

provided

wavelength range 400 nm to 1 500 nm.

NOTE This source produces a beam of near-uniform intensity with known spectral distribution and having a
predictable modulation at twice the supply frequency. It is used to simulate both sunlight and workplace incandes-

cent lighti

ng.

b) Fluorescent light source: a linear fluorescent tube with the following characteristics:

— size: T8 x 1 200 mm (25 mm nominal diameter);

- r

ated power: 30 W to 40 W;

— colour temperature: 5 000 K to 6 000 K;
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utilisée en combinaison avec un ballast électronique ayant les caractéristiques suivantes:

— fréquence de fonctionnement: 30 kHz a 40 kHz;

— puissance nominale correspondant au tube;

et fonctionnant a sa tension d’alimentation nominale 2 %, sans réflecteur ni diffuseur.

NOTE D’autres sources de lumiére fluorescentes ayant par exemple des ballasts électroniques a différentes
fréquences de fonctionnement que celles qui ont été spécifiées peuvent aboutir a des résultats d’essais
différents. Par conséquent, il convient d'envisager d’effectuer des essais dans le cas de I'utilisation d’autres
types de sources de lumiére fluorescente ou un générateur de source de lumiére simulant les effets ces
différentes sources de lumiére.

c) Source de lumiere stroboscopique: stroboscope employant un tube a éclair au xénon

ayari‘ las caractéristioues suivantes:
— cafacteHstHad SHHYARES-

— dur

— fréquence d’éclair: 5 Hz a 200 Hz;
— température de couleur: 5500 K a 6 500 K.

NOTE 1 [La

maximale| dépasse largement la valeur moyenne. De sérieuses errgurs™se
présente lne non-linéarité dans ces conditions (par exemple, fonctionnem

étre détefté

résultats pe sont pas conformes a la loi du carré des inverses.

NOTE 2 |D’autres sources de lumiere stroboscoplque par g

celles quj o

envisagel| effectuer des essais dans le cas de
un générdteur de source de lumiére simulant le

5.46.3|S

Séquence

A WODN P
T

ée de I'éclair: de 2 pus a 20 ps (mesuré au point d’i

nt été spécifiées peuvent aboutir &

s de,diffé

ntes’spurces de lumiére stroboscopiques
équences d’essais
d’essai 1:

ESPE en fo
Mise en mar

Essai
Interru

ctionnement normal
Mise en marche de la lumiére interférente

la valeur
nt utilisé
effet peut

,| et si les

rentes de
| faudrait
bpique ou

alzéro du

5_
6 —
7 —

Séquence

1-—
2 —
3 -

Essais C a répétition pendant une période de 1min

Interruption de 'ESPE pendant une période de 5 s. Réalimentation. Remise a zéro

du verrouillage de démarrage le cas échéant.
Essais C a répétition pendant une période de 1 min
Arrét de la lumiére interférente

Essais C a répétition pendant une période de 1 min

d’'essai 3:

ESPE en fonctionnement normal
Mise en marche de la lumiére interférente
Essais C a répétition pendant une période de 3 min


https://iecnorm.com/api/?name=b2278d7fd7607322c7f6c4fc96f9169e

61496-3 © IEC:2001 —49 -

used in combination with an electronic ballast having the following characteristics:
— operating frequency: 30 kHz to 40 kHz;

— power rating corresponding to the tube;

and operated at its rated power supply voltage +2 %, without a reflector or diffuser.

NOTE Other fluorescent light sources having, for example electronic ballasts with an operating frequency
other than that specified may lead to different test results. Therefore, the use of other types of fluorescent light
sources or a light source generator simulating the effects of different fluorescent light sources should be
considered for testing.

c) Stroboscopic light source: a stroboscope employing a xenon flash tube having the
following characteristics:

- flgsh duration: from 2 pus to 20 us (measured to the half-intefisity pQint),
- flash frequency: 5 Hz to 200 Hz;

- cqlour temperature: 5 500 K to 6 500 K.

NOTE 1 [Care needs to be taken when measuring the average illuminanceas the\pe i kceed the
average Malue. Serious errors will arise if the measuring equipment used exhibits non-tigean behayj der those
conditiong (for example, clipping, saturation). The effect may be detegted ¥ ht various
distances|from the xenon discharge tube, and the results fail to conform tosthe ine | )

may lead

NOTE 2 |Other stroboscopic light sources having, for example, gflash du
i generator

to different test results. Therefore, the use of other types of strobo

simulating the effects of different stroboscopic light sources shoyld be ¢o
5.4.6.3 | Test sequences
Test seguence 1:

1} ESPE in normal gperation

2 - Switch on interfg o

3 Btest

4 C 1003

- Switch off t iod of 5 s. Restore power. Reset start interlock if
fitted.é
51 B test

-\Switch off the AOPDDR for a time period of 5 s. Restore power. Reset start jnterlock
if fitted.

5 — C tests repetitively for a time period of 1 min
6 — Switch off interfering light
7 — C tests repetitively for a time period of 1 min

Test sequence 3:

1 - ESPE in normal operation
2 — Switch on interfering light
3 — C tests repetitively for a time period of 3 min
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Tableau 2 — Vue d’ensemble des essais d’interférence lumineuse

Para- |Essai relatif| Source de d,_\/?leur.t, (l\j/lwesture Fi Séquence R
graphe 3 lumiére intensité inter- igure | 4iessais emarques
lux férence
5.2.1.2.2 E<3000%Y Voir La figure 3b peut étre utilisée
5.2.1.2.2 pour un AOPDDR qui donne
3b - des valeurs de mesure; des
ou essais additionnels avec de
Incandes- 3¢ la lumiére réfléchie peuvent
cente s’avérer nécessaires
(voir 5.2.1.2.2)
Précision de 1500<E
mesure 1
5.2.1.2.3 <3000 Dans le plan 3d - iere réfléchie par I'arriére-
de I'éprou- |
vette d’essai
Strobo- E<130D 33
5.2.1.2.4 scopique - 3f
5.4.6.4.1 | Fonctionne- s ssMpplé"nentaires
ment normal 1500 Devant le < \ a) et b) de 5.4.6.4J1 peuvent
etre néeessaires
récepteur /ﬁN
5.4.6.4.2 || Défaillance Incan- I’AOPDDR s essais supplémentaires
dangereuse descente 3 000 2 et b) de 5.4.6.4)2 peuvent
Vi étre nécessaires
5.4.6.4.3 | Fonctionne- K) 2
ment normal 150 1
5.4.6.4.4 | Défaillance 3 000, - 2 2
dangereuse
5.4.6.5.2 | Fonctionne- Zone de détection|minimale,
ment normal \(\ 1 Zone de détection|+ zone de
~ tolérance 20,2 m
5.4.6.5.3 || Défaillance 39 Eprouvette d’essal placée a la
dangereu distance de la zong de
N 2 détection maximalg
e te
5.4.6.5.4 [Fonctionne \/ 2) Zone de détectign minimale,
ment norm zone de détection |+ zone de
_ - - 1 tolérance 20,2 m
5.4.6.5.5 | Défai Iarhe\ 2) Eprouvette d’'esdai a la
dangereuse distance de la zong de
Z\ N - - - 2 détection maximalg
5.4.6.6.2 1 - Devant le 39
copique récepteur de
I’AOPDDR
5.4.6.6.3 130 Devant - 3 2
Fautre
récepteur
5.4.6.7.2 [Fonctionne Pas nécessaire en cas de
ment normal restrictions de montage/essai
AOPDDR - - 3h - A- sans éprouvette d’essai
Identique
5.4.6.7.3 | Défaillance - - - OSSD pas a I'état ACTIF
dangereuse

D Intensité maximale & laquelle 'AOPDDR fonctionne normalement.
2 Essai d'interférence d’autres composants optiques.
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Table 2 — Overview

—51—

of light interference tests

Intensity

Measuring

Sub- Test Light | iti Fi Test R K
clause related to source vlauie position tgure sequence emarks
Figure 3b may be used
5.2.1.2.2 E<3000D See 3b - for an AOPDDR that
5.2.1.2.2 or provides measurement
3c values; additional tests
Incandescent with reflected light may
Measurement be required (see
accuracy 5.2.1.2.2)
5.2.1.2.3 500+ 3¢ ‘I:gh‘ reftected by
1) background
<3000 In plane of g
5.2.1.2.4 test piece 3e be used
Stroboscopic E<1300 or - that
3f /\ rement
Do
54641 | Normal 1500 N\ Additiond test$ a) and
operation In front of b)\of 5.4.6.4.1 may be
AOPDDR reqtiired
- receiver 3 —
5.4.6.4.2 Failure to 3 000 2 Additional test$ a) and
danger | d t b) of 5.4.6.4.2 may be
ncandescen required
5.4.6.4.3 Normal 1 500 1 2)
operation
5.4.6.4.4 Failure to 300 2 2)
danger
5.4.6.5.2 Normal - 1 Minimum detegtion
operation zone, detection zone +
tolerance zone(= 0,2 m
5.4.6.5.3 Failure to = 2 Test piece at distance
danger of maximum dgtection
(>Iu escent zone
5.4.6.5.4 Normal \) - - 1 2) Minimum defection
operation zone, detection zone +
tolerance zone(= 0,2 m
5.4.6.5.5 Failure’'t - - - 2 2) Test piece al
danger distance of thel maxi-
\ mum detection| zone
5.4.6.6.2 \ \) In front of
. AOPDDR 39 3
Failure _ receiver
dahger Su'oboscopic 130
5.4.6.6.3 In front of - 2)
"other"
receiver
5.4.6.7.2 Normal - - - Not necessary if
operation ) mounting is restricted/A
Identical 3h test without test piece
AOPDDR
5.4.6.7.3 Failure to - - - No ON-state of OSSDs
danger

1) Maximum intensity at which the AOPDDR remains in normal operation.

2) Test of interference on other optical components.
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5.4.6.4 Interférence lumineuse — Lumiére incandescente

5.4.6.4.1 Fonctionnement normal — Interférence sur les éléments récepteurs
de I'’AOPDDR

L'ESPE doit étre soumis a un essai utilisant la séquence d’essai 1 de 5.4.6.3 avec la source de
lumiére incandescente de 5.4.6.2 produisant une lumiére d’intensité de 1 500 Ix = 10 %.
L'ESPE ne doit pas aller a I'état ACTIF quand la séquence d’essai demande qu’il soit a I'état
INACTIF. Si 'ESPE passe par I'état INACTIF quand la séquence d’essai demande qu’il soit a
I'état ACTIF les essais additionnels a) et b) doivent étre conduits.

a) L'ESPE doit fonctionner normalement pendant la séquence d'essai 1 de 5.4.6.3 utilisant
la squrce de Tumiére incandescenie de 5.4.6.Z produisant une lumiere~diniensité de
1500 Ix £ 10 %. La source de lumiére doit étre située aussi proche possibie~duf plan de
détection sans étre détecté par I'ESPE.

dans le
jistance

gnement
rces de

isant une
zone de
doivent

‘essai 2
lumiére
che que

‘essai 2
lumiere
la zone
uit avec

es

L’ESPE]|dait" continuer a fonctionner normalement pendant la séquence d’'essais 1 de|5.4.6.3,
utilisant la source de lumiére incandescente de 5.4.6.2 qui produit une intensité lumineuse
de 1 500 Ix £ 10 %.

5.4.6.4.4 Défaillance dangereuse — Interférence sur les autres composants optiques

Il ne doit se produire aucune défaillance dangereuse de 'ESPE pendant la séquence d’essais
2 décrite en 5.4.6.3, utilisant la source de lumiére incandescente de 5.4.6.2 produisant une
intensité lumineuse de 3 000 Ix £ 10 %.
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5.4.6.4 Light interference — Incandescent light
5.4.6.4.1 Normal operation — Interference on AOPDDR receiving elements

The ESPE shall be subjected to a test using test sequence 1 of 5.4.6.3 with the incan

descent

light source of 5.4.6.2 producing a light intensity of 1 500 Ix + 10 %. The ESPE shall not go to
the ON-state when the test sequence requires it to be in the OFF-state. If the ESPE goes to the
OFF-state when the test sequence requires it to be in the ON-state, the additional tests of a)

and b) shall be performed.

a) The ESPE shall continue in normal operation during the test sequence 1 of 5.4.6.3, using

the incandescent light source of 5.4.6.2 producing a light intensity of 1 500 Ix + 10

%. The

light [Source shall be locaied as CIOSE as possible to the detection WItho
dete¢ted by the ESPE.

b) The E
incan
and |
whic i i i 5 \ e
recei hall contain ins
rega ;
item ppp)).

5.4.6.4.2 Failure to danger —

There g
incande
source |
b) shall pbe performed.

a) Therge
incarjdescent light s

t being

ause 7,

5ing the
the light
f a) and

sing the
[he light

sourge shall be located _asx i 0 the detection plane without being ¢letected

by thp ESPE.Q
b) Therg shall be A

the ESPE during test sequence 2 of 5.4.6.3 u

sing the

incarndescent ligh e light source shall be placed in the detectign plane
outsi ti 3 d the olerance zone, but close to the border of the t¢plerance
zone ' out with the axis of the test piece placed on the|furthest
boun

5.4.6.4. ) ion — Interference on other optical components

The ES
incandegcentlight

PE shaW. continue in normal operation during test sequence 1 of 5.4.6.3 u
adrce of 5.4.6.2 producing a light intensity of 1 500 Ix + 10 %.

5ing the

5.4.6.4.4 Failure to danger — Interference on other optical components

There shall be no failure to danger of the ESPE during test sequence 2 of 5.4.6.3 using the

incandescent light source of 5.4.6.2 producing a light intensity of 3 000 Ix £ 10 %.
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5.4.6.5 Interférence lumineuse — Lumiere fluorescente
5.4.6.5.1 Généralités

Les essais doivent étre effectués avec trois variations, en utilisant de la lumiére a partir du
centre et de la lumiére a partir de chaque extrémité du tube (anode et cathode).

NOTE Un des objectifs de I'essai utilisant une source de lumiére fluorescente est de vérifier la susceptibilité de
I’AOPDDR a fréquences de rayonnement optique élevées.

5.4.6.5.2 Fonctionnement normal — Interférence sur les éléments récepteurs

de I'AOPDDR
L’'essai doit étre effectué avec une zone de détection minimale mais la zone de
détection et de la zone de tolérance doit étre 20,2 m. L'ESPE doi ctionner
normalgment pendant la séquence d’essais 1 décrite en 5.4.6.3 rce de
lumiere [fluorescente décrite en 5.4.6.2, placée en dehors de la zp la zone
de tolér
5.4.6.5.
L'essai sible. Il ne doitl y avoir
aucune 5.4.6.3,
utilisant e0,2m
du bofti¢ ffectués
avec l'a fion.
NOTE L¢
5.4.6.5. Lies
L'essai zone de
détectio ctionner
normalé urce de
lumiere OPDDR
dans le|l ou les g posants
optiques. Si ce pla source
de lumigre flu6re placee a la distance la plus proche possible, mais 20 2 m, de
facon ajfce q ipe ne soit pas détecté.
5.4.6.5. mgereuse — Interférence sur les autres composants optiqlies
L'essai doit(étre € € avec une zone de détection maximale. Il ne doit se produire| aucune
défaillance{dangereuse de 'ESPE pendant la séquence d’essais 2 décrite en 5.4.6.3, [utilisant
la sourcedeturmere fluorescemte decTite e 5.4.6- 2, placee a une distance de0;2mdu boitier

de 'AOPDDR dans le ou les plans ou il peut y avoir interférence lumineuse avec d’autres
composants optiques. Les essais C doivent étre effectués avec I'axe de I'éprouvette d’essai
placée sur le bord le plus lointain de la zone de détection.

NOTE Le corps de la lampe peut étre détecté en tant qu'objet pendant ces essais.

5.4.6.6 Interférence lumineuse — Lumiére stroboscopique
5.4.6.6.1 Généralités

Pendant les essais, la vitesse de I'éclair de la source stroboscopique doit étre augmentée
linéairement de 5 Hz & 200 Hz sur une période de 3 min. Les essais C requis doivent étre répétés
en continu pendant cette période. Les mesures de lintensité doivent étre réalisées a 50 Hz.
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5.4.6.5 Light interference — Fluorescent light
5.4.6.5.1 General

This test shall be performed with three variations, using light from the centre and light from
each end (anode and cathode areas) of the tube.

NOTE One aim of the test using the fluorescent light source is to check the susceptibility of the AOPDDR to high
frequency optical radiation.

5.4.6.5.2 Normal operation — Interference on AOPDDR receiving elements

The tes ' i ini i i he range qQf detec-
tion zone plus toIerance zone shall be 20,2 m. The ESPE shall continug(in n alhoperation
during t ed| outside
the det .

The test shall be carried out with the maximum detectioq zone\possible. | be no
failure to i 4.6.3 bnt light
source S R in the
detection plane(s). The C tests shall be carried out wi [ P 0 on the

on zone possible, but the rfange of
- n. The ESPE shall continue in] normal
operatign during test sg ‘ 4. sing th¥ fluorescent light source of 5.4.6.2 placed

, AOPDDR in the plane(s) where othel optical
components can be influenced b ence. If this plane coincides with, or m¢gets, the
detection plane’\
possiblg but 0,2 v, 3 a

orescent light source shall be placed as ¢lose as
g lamp is not detected.

5.4.6.5.5 i \ Interference on other optical components

The tes AR - the maximum detection zone. There shall be no failure to
danger during test sequence 2 of 5.4.6.3 using the fluorescent light sgpurce of
5.4.6.2 pla I\ ance of 0,2 m to the housing of the AOPDDR in the plane(s) whgre other
optical ¢ 3 Pe influenced by light interference. The C tests shall be cafried out

with the|axis-of. the_tes piece placed on the furthest boundary of the detection zone.

NOTE TheNamp body may be detected as an object during this test.

5.4.6.6 Light interference — Stroboscopic light
5.4.6.6.1 General

The tests shall be performed with the flash rate of the stroboscopic source increased linearly
from 5 Hz to 200 Hz over a time period of 3 min. The required C tests shall be continuously
repeated during this period of time. The measurements of intensity shall be carried out at 50 Hz.
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Etant donné que la puissance maximale est indépendante de la durée de I'éclair de la source
de lumiere stroboscopique, les valeurs d’intensité doivent étre liées a une impulsion
stroboscopique rectangulaire dont la durée de I'éclair est de 10 us. La position du flash doit
étre fixe pendant la durée des essais.

5.4.6.6.2 Défaillance dangereuse — Interférence sur les éléments récepteurs
de I'’AOPDDR

Il ne doit y avoir aucune défaillance dangereuse de 'ESPE pendant la séquence d’essais 3
décrite en 5.4.6.3, utilisant la source de lumiére stroboscopique décrite en 5.4.6.2 qui produit
une intensité lumineuse moyenne de 130 Ix £ 10 %.

5.4.6.6.8 Défaillance dangereuse — Interférence sur les autres com ants tiC]llleS
Il ne doft se produire aucune défaillance dangereuse de I'ESPE pe S’essais
3 décrit¢ en 5.4.6.3, utilisant la source de lumiére stroboscopiqu produit
une intgnsité lumineuse moyenne de 130 Ix £ 10 %.
5.4.6.7
5.4.6.7.1 Généralités
Pour es r Y er deux
disposit|fs dans les conditions du pire d iti ’ 5 iné hnalyse.
La figure i i '
NOTE 1 es zones
maximalep de détection, des orientations de m ‘'gprouvette
d’essai a [coté des lignes médiang i tN
NOTE 2 |Pour les essais de 5 Hispositifs
essayés goit tel que le ou lg pteurs de
I"autre AQ
5.4.6.7.
[férence
igl). Si le
doivent
'émetteurs
ou les
ehent de

I’emetteur ou des emetteurs d’'un AOPDDR de méme modele est dlrlge dlrectement vers le ou
les récepteurs de I'autre AOPDDR, conformément a la figure 3h. Cet essai doit étre conduit sur
les deux ESPE pendant une période de 4 h. Aucun des dispositifs essayés ne doit passer a
I'état ACTIF.

5.4.7 Interférence due a la pollution
5.4.7.1 Généralités

L'immunité aux interférences dues a la pollution doit étre essayée en conduisant des essais
simulant la pollution ponctuelle et la pollution homogéne. Les essais mentionnés en 5.4.7.2 et
5.4.7.3 peuvent se révéler insuffisants pour couvrir toutes les conceptions possibles des
moyens de mesure de la pollution. Dans ces cas, des essais supplémentaires doivent étre
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Due to the peak power being independent of the flash duration of the stroboscopic light source
used, the intensity values shall be related to a rectangular strobe pulse having a flash duration
of 10 ps. The position of the flash tube shall be fixed during the tests.

5.4.6.6.2 Failure to danger — Interference on AOPDDR receiving elements

There shall be no failure to danger of the ESPE during test sequence 3 of 5.4.6.3 using the
stroboscopic light source of 5.4.6.2 producing an average light intensity of 130 Ix £ 10 %.

5.4.6.6.3 Failure to danger — Interference on other optical components

There spattbenofaituretodangerof the ESPEduringtestsequence—3 ing the
strobosg¢opic light source of 5.4.6.2 producing an average light intensity p.
5.4.6.7 | Light interference by an emitting element of identical d¢

5.4.6.7.1 General

In orden to test for interference between AOPDDRs of idénqti gn, two\devices shall be
mounted in a position and angle representative of the wor 3 iti
analysig. A possible configuration for this test is sho

NOTE 1 |For the test of 5.4.6.7.3, the worst-case conditigfis o i } pbn zones,
opposite mounting orientation of the AOPDDRs/and posif® ¢ i E lines as
shown in figure 3h.

NOTE 2 |[For the tests of 5.4.6.7.2 and 5.4.6.7.3 a in such a
way that [the emitter beam(s) of one AOPDDR the other
AOPDDR

5.4.6.7.

The inf [ference
betwee 0). If no
mountin ried out
with both 5) of an
AOPDD OPDDR
accordi

5.4.6.7.

There s bnt(s) of
an AOHR e other
AOPDD e period

of 4 h. Nené-of the devices under test shall go to the ON-state.

5.4.7 Pollution interference
5.4.7.1 General

Immunity against pollution interference shall be tested by carrying out tests simulating spot-like
pollution and homogeneous pollution. The tests listed in 5.4.7.2 and 5.4.7.3 may not be
sufficient to cover all possible designs of pollution monitoring means. In such cases, additional
tests shall be carried out to verify the stated detection capability. As an example, it may be
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conduits pour vérifier la capacité de détection déclarée. Par exemple, il peut étre nécessaire de
considérer la variation de la réflectivité d'un objet de référence ou la capacité de transmission
de composants optiques. Une attention particuliere doit étre portée a l'influence de la tempé-
rature sur les moyens de mesure de la pollution.

5.4.7.2 Essai de pollution par points d’essai opaques
L'immunité a la pollution par points doit étre essayée de la maniére suivante:

— La pollution ponctuelle doit étre simulée par l'utilisation de points circulaires d’essai
opaques de trois diamétres différents:

» le demi-diametre du faisceau émetteur (moyenne) dans le plan du hojtier;

e le
o 1(

- Le ( aisceau
éme

— Les i i capacité de
déte

—  Véri sur une
périgde de 5 s ou qu’elle ne réduit pas la capacit

— Lord Erifier si
I'act Ou une nouvelle mipe sous
tension ne fait pas passer I'OSSD NS dispositif de verrouillage de

redgmarrage est utilisé, il doit rester \ lorsque la pollution est enlevég.
NOTE 1 |Pour les besoins de la présente ngrme, i par les
niveaux dfintensité 1/e2.
NOTE 2 erture du
dispositif pptique récepteur ¢
5.4.7.3 | Essai dg’poll
et récepieu
L'immu
- Las Btallique
grise tre. Les
réflep nce sur

les

— Pou ayant une fenétre optique incurvée, la feuille doit couvrir 45° de I ou des
zongs ,du)faisteadd émetteur et récepteur de la fenétre optique du boitier. Enl ce qui
conderne les AOPDDR ayant des fenétres optiques a caractéristiques planes, la taille de la
feuille"métallique doit couvrir 25 % de la ou des ZONnes du falSCeau emetieur et recepteur de
la fenétre optique du boitier, mais doit étre au minimum de la taille d’un faisceau récepteur
dans le plan du boitier.

— Durant I'essai, la feuille métallique doit étre placée dans n'importe quelle position dans la
ou les zones du faisceau de I'émetteur et du récepteur qui seront pertinentes a la capacité
de détection de 'AOPDDR. Voir la figure 5 pour plus de détails.

— Vérifier si la pollution homogéne simulée en dehors des limites spécifiées par le fournisseur
entraine le passage des OSSD a I'état INACTIF dans une période de 5 s.

— Veérifier si TAOPDDR continue a fonctionner normalement dans le cas ou I'énergie du signal
recu est atténuée jusqu'a 30 % par la pollution homogéne simulée.
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required to consider the variation of the reflectivity of a reference object or the transmission
capability of optical components. Special attention shall be paid to the influence of temperature
on the pollution monitoring means.

5.4.7.2

Pollution test with opaque test spot

Immunity against spot-like pollution shall be tested as follows:

— Spot-like pollution shall be simulated by using circular opaque test spots of three different

diameters:
« half diameter of the emitter beam (average) in the plane of the housing;
« half diameter of the receiver beam (average) in the plane of the housing;
e 10 mm.

— The goefficient of diffuse reflection of the test spots at the emitten\be
withip the range of 18 % to 22 %.

— During the test the spots shall be placed at any position r

of the¢ AOPDDR.

— Test|whether the simulated spot-like pollution will |e
a time period of 5 s or does not reduce the stated (dete

— Test$ shall be carried out to verify that whe si
the QSSDs, actuation of the restart/intetlo ap I|cbI
to arl ON-state of the OSSDs. i

%hall be

apability

s within

state of
not lead
y in the

OFFA

NOTE 1 F intensity

levels.

NOTE 2 |For the purposes of & re of the

receiver dptic in the plane ofthe 0 t|ca

5.4.7.3 | Test of@

Immunify against 7

- Hom a line
frequ lines“per millimetre. Reflections produced by such a foil shall
not influerce

- For & a curved optical window, the foil shall cover a 45° arc of thg emitter
and s) of the optical window of the housing. For an AOPDDR having an

opticpl wing w with a flat characteristic, the foil shall cover 25 % of the emitter and

bea
are

e’ optical window of the housing but, as a minimum, shall cover th

receiver
b size of

area(s) okth
I;:'[eiver beam in the plane of the housing.

— During the test the foil shall be placed in any position within the emitter and receiver beam
area(s) relevant to the detection capability of the AOPDDR. See figure 5 for more details.

- Test whether simulated homogeneous pollution outside the limits specified by the supplier

will

lead to an OFF-state of the OSSDs within a time period of 5 s.

— Test whether the AOPDDR continues in normal operation when the received signal energy
of the detection system is attenuated up to 30 % by simulated homogeneous pollution.
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Lorsque la pollution simulée entraine la mise a I'état INACTIF de I'OSSD, on doit vérifier si
I'activation du verrouillage de redémarrage (le cas échéant) ou une nouvelle mise sous
tension ne font pas passer I'OSSD a I'état ACTIF. Si un dispositif de verrouillage de
redémarrage est utilisé, il doit rester a I'état INACTIF lorsque la pollution simulée est

enlevée.

NOTE 1 Des matériaux équivalents pour la simulation de la pollution homogéne peuvent étre utilisés.

NOTE 2 Dans certaines applications, par exemple en environnement poussiéreux, le taux d'accumulation de
pollution sur la fenétre optique de 'AOPDDR peut étre influencé par la position de montage et I'orientation de
I’AOPDDR.

5.4.8 Interférence de I'arriere-plan

Si l'arriere-plan influence les mesures effectuées a lintérieur de la zone d déte
fournissieur doit identifier les conditions les plus défavorables e
interférgnces dues a l'arriere-plan.

Ction, le
rne les

L'essai |d'interférence de l'arriére-plan sur la capacité de déecti i confor-

mémenf a 5.2.1.2 et au tableau 1, avec les arriére-plans suivants:

a) réflgcteur a coins cubiques avec un coefficient de réfleetivite

b) réfldcteur pour réflexion diffuse avec un coefficien

c) toutjautre matériel d'arriére-plan ayant une réflexi i , S'il est
antig¢ipé que cet arriere-plan aura une plus grd i tion.

La distgnce la plus défavorable entre
par des|mesures.

Si le foyrnisseur spécifie une valeur d
I'essai doit confirmer que les
réflectivjté maximale spé&ifi

dterminée

Jale qui est contrélée par TAQPDDR,
arriere-plan qui dépassent la vpleur de
passer a I'état INACTIF dans les limites

du temps de réponse $ ié. ' I"d’'interférence de l'arriere-plan cgnformé-
ment ala) ci-dessus doi arriere-plan ayant la réflectivité¢ majimale a
laquelle|les OSSD\este é lorsgue la zone de détection n’est pas péndtrée, au

lieu d’egsayer I'i

549 N
5491

L'immurpité

d’'essai
I diffuse

La 1
opaques-et.de 15 pnm de diamétre. Pour le premier essai, le coefficient de réflexio
oint d’essai & la longueur d’ondes du faisceau émetteur doit étre compris dans

dup la plage
a_coins cubiqu

s ayant

de 18% a 22 % Pour le second essai, il faut utiliser un réflecteur a
un coefficient 23 300 cd Ox~10m—2.

Pendant les deux essais, les points d’essai doivent étre placés a toute position a l'intérieur
de la zone de capacité de détection (voir 4.1.4) qui est pertinente a la capacité de détection
de 'AOPDDR.

Les essais doivent étre effectués pour vérifier si la manipulation par points simulée
entraine le passage des OSSD a I'état INACTIF dans une période de 5 s ou si elle ne réduit
pas la capacité de détection définie.

Lorsque la manipulation simulée de I'AOPDDR entraine le passage des OSSD a l'état
INACTIF, les essais doivent vérifier si I'activation du dispositif de verrouillage de redémar-
rage (le cas échéant) ou une nouvelle mise sous tension n’entraine pas les OSSD a passer
a I'état ACTIF. Si un dispositif de verrouillage de redémarrage est utilisé, les OSSD doivent
rester a I'état INACTIF lorsque la manipulation simulée est terminée.
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Tests shall be carried out to verify that when simulated pollution leads to an OFF-state of
the OSSDs, actuation of the restart interlock (if applicable) or a new power-up does not lead
to an ON-state of the OSSDs. If a restart interlock is fitted, the OSSDs shall stay in the
OFF-state when the simulated pollution is removed.

NOTE 1 Equivalent materials for the simulation of homogeneous pollution can be used.

NOTE 2 In certain applications, for example, in a dusty environment, the rate of accumulation of pollution on the
optical window of the AOPDDR may be influenced by the mounting position and orientation of the AOPDDR.

5.4.8 Background interference

If the background influences measurements within the detection zone, the supplier shall

|dent|f bao wanrct Aneca ~An Al reli [P PP pa| f.
y LA AAYA =1 WA Y] & S ) vy UUIIUILIUIID ICUGIUIIIU uaur\uluunu |||LC||CICII\,C

The test covering background interference on the detection capabi
according to 5.2.1.2 and table 1, using the following background:

a) a cofner cube reflector with a coefficient of reflection >3 30Q

ried out

c) other relevant background material having a reflectivity ) p if| such a

The waqrst-case distance between test piece
measur¢ment.

If the sUpplier specifies the maximum re
be carrled out to verify that the ref
maximu
this cas

background is expected to have a greater influencg

ned by

taréd by the AOPDDR, a tgst shall
kground that exceeds the dpecified
within the specified response[time. In
a) above shall be carried out |with the

m reflectivity leads to an OFF-

specifie ‘ ihing in the ON-state when the detection

zone is i ' ith.a corner cube reflector.

54.9

5.49.1

Immunit

— Spotili \ ; shall be simulated by using two circular opaque test gpots of
15 m iameteys irst shall have a coefficient of diffuse reflection from 18 % to|22 % at
the emi & ngth. The second shall be a corner cube reflector with a cdefficient
of re

During both tes e spots shall be placed within the zone of limited detection capability at
any position relevant to the detection capability of the AOPDDR (see 4.1.4).

Tests shall be carried out to verify that simulated manual interference either leads to an
OFF-state of the OSSDs within a time period of 5 s or does not reduce the stated detection
capability.

Tests shall be carried out to verify that when simulated manual interference leads to an
OFF-state of the OSSDs, actuation of the restart interlock (if applicable) or a new power-up
does not lead to an ON-state of the OSSDs. If a restart interlock is fitted, the OSSDs shall
stay in the OFF-state when the simulated manual interference is removed.
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Le second essai doit étre effectué a I'aide d’un point d’essai ayant une réflexion plus faible si la
conception du dispositif correspond a celle du dernier alinéa de 5.4.8,. Le point d’essai doit
avoir la réflectivité maximale a laquelle 'TAOPDDR fonctionne normalement.

NOTE 1 Ces essais simulent l'interférence de manipulation provoquée par de petits objets tels que rubans adhésifs
ou briquets.

NOTE 2 L’essai d'interférence de pollution a l'aide du point d’essai opaque conformément a 5.4.7.2 permet
d’essayer également I'immunité a la manipulation.

5.4.9.2 Essai de manipulation par recouvrement de '’AOPDDR

Les essais d'immunité a la manipulation par recouvrement doivent étre conduits de la maniére
suivantd:

— Les matériaux utilisés pour le recouvrement doivent avoir la réflecti¥ité j I'éprou-
vette d’essai noire, I'éprouvette d’essai blanche et I'éprouvetfe } lectrice
(voin4.2.13).

— L’espai doit étre effectué en plagant les matériaux destine
desgqus, a l'intérieur de la zone a capacité de détection g
fenétre optique du bottier:

finie ci-
vrant la

LI mais en

— Silg nse, les
0SS b que le
materiau soit enlevé.

— Lors { a I'état
INA erifi stivati dispositif de verrouillage de redémairage (le
cas jéchéant) ou une no e mi ion n'entraine pas le passage des PSSD a
I'étaf ACTIF. Si un/dis it g redémarrage est utilisé, les OSSD| doivent
rester a I'état INA ) \pulation est enlevée.

— Des|essais | 3 nt d'angles ou de zones plus larges qug celles
défimpies plus ha i S €s/5'il est probable que ce recouvrement puissg ne pas
étre|détecté.

5.4.10

L'immurité brage optique dans la zone de détection doit étre essayée commile suit:

— Lohj r simuler 'ombrage optique doit étre un cylindre ayant une Ipngueur
min|malé effective’de 0,3 m. La surface de I'éprouvette d’essai doit avoir un coefficient de

réflexian diffuse entre 18 % et 22 % a la longueur d’onde du faisceau émetteur.

— Durant I'essai I'objet d’'ombrage doit étre utilisé perpendiculairement au plan de la zone de
détection de 'AOPDDR.

— Le diametre de I'objet d’'ombrage doit étre de 5 mm quand l'analyse de 4.3.9 n'a pas
permis de déterminer une autre valeur.

— La zone de détection doit étre configurée au maximum, si applicable.

— Le test doit étre effectué en placant I'objet d’'ombrage dans la zone de détection aussi
proche possible de 'AOPDDR laissant les OSSD dans I'état ACTIF.

— L’éprouvette d’essai noire (voir 4.2.13.2) doit étre utilisée pour effectuer les essais B.

— Les essais B doivent étre effectués pour vérifier que la capacité de détection spécifiée est
maintenue en présence de I'ombrage optique. L'éprouvette d’essai noire doit étre déplacée
dans 'ombre optique de I'objet d’'ombrage aussi proche que possible de I'objet d’'ombrage
et a la distance maximale de détection.
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The second test shall be carried out with a test spot of lower reflectivity if the device is
designed as described in the last paragraph of 5.4.8. The test spot shall have the maximum
reflectance with the AOPDDR remaining in normal operation.

NOTE 1 These tests simulate manual interference by small objects such as adhesive tape or cigarette lighters.

NOTE 2 The test for pollution interference with the opaque test spot according to 5.4.7.2 also serves to test for
immunity against manual interference.

5.4.9.2 Manual interference test with AOPDDR covered

Tests for immunity against coverage shall be performed as follows:

— Th 5t piece,
the h|te test plece and the retro- reflectlve test p|ece (see 4 2. 13)

- The f limited
detgction capability (see 4.1.4) by covering either
. i optical
. window

— If the material used for coverage is not detected(witli et Ds shall
go to the OFF-state within a time period of 5/5 'q remai i overage
is removed

— Tests shall be carried out to verify\that\whe d manual interference leadls to an
OF : ower-up
doep - & . bart i is fi , Ds shall
sta Y i

— Additional tests by coverin e : [ shall be

5.4.10

Immunit

- The
effecti
refle

ng_dptical shadowing shall be a cylinder with a minimum
v surface of the test piece shall have a coefficient of diffuse

— During & adowing object shall be used normal to the plane of the AOPDDR
detegti

- The diameéter ©
analysis/of 4.3.9.

2 shadowing object shall be 5 mm unless determined otherwis¢ by the

— The detection zone shall be set to maximum, when applicable.

— The test shall be carried out by placing the shadowing object in the detection zone as near
as possible to the AOPDDR with the OSSDs in the ON-state.

— The black test piece (see 4.2.13.2) shall be used for the B-tests to be performed.

- B-tests shall be performed to verify that the stated detection capability is maintained in the
presence of optical shadowing. The black test piece shall be moved through the optical
shadow of the shadowing object as close as possible to the shadowing object and at the
stated maximum detection distance.
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suit peut affecter I'immunité a 'ombrage optique:

dimensions de la zone de détection autres que maximales;

autres distances entre I'objet d’'ombrage et I'éprouvette d’essai;

angles) et/ou

plus d'un objet d’'ombrage.

6 Marquage d’identification et de sécurité

6.1 Gegnéralités
Addition:

k) indidation du plan de détection.

61496-3 © CEI:2001

Des tests additionnels doivent étre effectués quand l'analyse de 4.3.9 montre que ce qui

distances entre 'AOPDDR et I'objet d’'ombrage autres que celles spécifiées ci-dessus;

différents diamétres de I'objet d’'ombrage a des distances différentes de 'AOPDDR;
différentes positions de l'objet d’'ombrage devant 'AOPDDR (par exemple d’autres

Les mafquages spécifiés en b), c) et d) requis en 6 peuvent étre| donnés
dans leg documents d’accompagnement.
7 Dog¢uments d’accompagnement
L'article ivantes:
Addition:
Les dod am V¢ Qntenir les informations suivantes, le cas g¢chéant:
aaa) la ou les zones de tolérance.
bbb) 6 onhes maximale(s) et minimale(s) de détectign et de
pnformations sur le point de départ pour la détermination
cce) i la distance minimale exigée entre le bord de la zone de détection et
i N rfe pas détecter par exemple des murs ou des pafties de
yrantir la fiabilité de détection.
ddd) our configurer la zone de détection et détails sur les autres fpnctions
e '’AOPDDR, décrites dans I'annexe A de cette partie, si ces fpnctions

ont disponibles.

eee) Lesinstructions selon lesquelles TAOPDDR ne doit pas étre utiliSé comme dispositif de
détection d’un corps entier conformément & I'annexe A de cette partie, si une fonction

de limite de référence n’est pas fournie.

fff) Les informations sur le comportement de 'AOPDDR en présence de fumée et de

réflexions spéculaires.

ggg) Les informations sur la maniére dont la capacité de détection peut étre influencée si
I’AOPDDR est utilisé a I'intérieur d'un boftier supplémentaire. Par exemple, des botitiers
supplémentaires peuvent avoir un effet sur la capacité de détection et la zone de

détection.

hhh) Si cela est applicable pour la ou les applications, il convient de recommander un

marquage de la zone de détection sur le sol.

iii) Les instructions sur la fagcon de fournir des renseignements sur papier concernant la
configuration de la zone de détection, avec la date, le numéro de série de 'AOPDDR et

I'identification de la personne responsable.
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— Additional tests shall be carried out when the analysis of 4.3.9 shows that the following can
affect the immunity to optical shadowing:

6 Marking for identification and for safe use

6.1

Addition:

k) indidation of the plane of detection.

The mafkings required by 6.1 b), ¢) and d) of IEC 6
accomppnying documents.

7 Acg¢ompanying documents
The clalise of part 1 is applicable except as

Addition:

The acgompanying doqg

aaa)
bbb)

cce)

ddd)
eee)

fff)

ggg)

hhh)

i)

distances between the AOPDDR and the shadowing object other than those stated above;
dimensions of the detection zone other than the maximum;

other distances between the shadowing object and the test piece;

different diameters of the shadowing object at different distances from the AOPDDR,;

different positions of the shadowing object in front of the AOPDDR (for example,
different angles); and/or

more than one shadowing object.

General

atively be given in the

\pplicati@
Dimensiony” o

fogether witk

zone(s)
etection

parts of

etfing the detection zone(s) and details on other optional fungtions of
escribed in annex A of this part if these options are available.

ccording

Information about the behaviour of the AOPDDR in the presence of smoke and specular
reflections.

Information on how the detection capability may be affected if the AOPDDR is used
within an additional housing. For example, additional housings may have an influence
on the detection capability and the detection zone.

If appropriate for the application(s), an indication on the floor of the detection zone
should be recommended.

Instructions on how to document on paper the setting of the detection zone(s) together
with date, serial number of the AOPDDR and identification of the person responsible.
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Les restrictions de montage conformément a 4.3.5 et 5.4.6.7.2 si un AOPDDR peut étre
influencé en fonctionnement normal par un AOPDDR de méme modele.

Les informations concernant les influences extérieures qui ne sont pas couvertes par
cette norme et qui peuvent diminuer la capacité de détection spécifiée. Ces exemples
peuvent étre les projections de robots de soudure, les télécommandes infrarouges, les
rayonnements de différentes sources de Ilumiére fluorescente et stroboscopique, la
neige, la pluie, la pollution et les effets de la convection thermique.

Les informations sur la vérification périodique de non-détérioration de la fenétre optique
(selon I'application).

L'information sur la vérification périodique de la bonne fixation de 'AOPDDR (selon
I'application).

'information concernant les mesures a prendre pour s’affranchir(des e pssibles

dles radiations lasers, si applicable.

'information comme cela est prescrit en 4.1.4 si TAOPDDR\pesséde rone de
apacité de détection limitée.

'information au sujet de I'évitement des interférences R¢Ees i 5 quand
ela est rendu nécessaire par 5.4.6.4.1 b). Cette inf, 8 emples

ﬂe sources lumineuses qui peuvent affecter le ' € et des

in de la

| 'information concernant la vitesse maximalé
{ tectable

zone de détection de 'TAOPDDR d’'un ol
voir 4.2.12.3).
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i Mounting restrictions according to 4.3.5 and 5.4.6.7.2 if the AOPDDR can be influenced
during normal operation by an AOPDDR of identical design.

kkk) Information concerning external influences which may not be covered by this standard
and which may decrease the stated detection capability. Examples may include weld
splatter, infra-red remote control devices, different fluorescent and stroboscopic light
sources, show, rain, pollution and thermal convection.

1)) Information concerning the need to check periodically the optical window(s) for damage
(depending on the application).

mmm) Information concerning the need to check periodically the mounting of the AOPDDR for
correctness (depending on the application).

nnn) rformation—regarding—the mea es—tobetakento

______ ake avoid—possible—effectsfrgm laser
adiation, if applicable.

000) Information as required by 4.1.4 if the AOPDDR possesse€s a Zzohe\ With|[ limited
getection capability.

ppp) Information regarding the avoidance of interference by i 9 ight sQuirtes when
equired by 5.4.6.4.1 b). This information shall contain examplesieNightsourcgs which
ay affect the AOPDDR in use and appropriate djstan eiween\the AOPQDR and

qqq) Information regarding the maximum speed/in the
gletection zone of the AOPDDR of an object\haxing theNninim
4.2.12.3).

®

direction within the
detectable sjze (see
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Vue de dessus

Zone de détection maximale

Zone de
tolérance

AOPDDR

Zone de
détection

Zone de
tolérance

hsions de
bssai et a

|
Y
AOPDDR T

Figure 1b — Exemple d’'une zone de détection d’'un AOPDDR

IEC 2683/2000
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Top view

zone

Maximum detection zone

Tolerance

AOPDDR

NOTE Fpr an application of the AOPDDR, it
tolerance gone can be related for example to the

Figure 1la — Example of a of an AOPDDR

nt that the size of p4g
am position (see figure

2682/2000

rts of the
1b, "a").

.‘_
¥
o
Detection
zone
« Tolerance
zone
la
AOPDDR T

Figure 1b — Example of a detection zone of an AOPDDR

IEC 2683/2000
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*
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d'gnde
¢ Velours noir, -Tissu a cotes Mousse *= cogfficient de
MG 20/5 larges plastique eftection diffuse
MG 0/5 MG 0/5
. = géomeétrie dejla
X Semelle noire ATlssu synthethue CU|r hauss re mesurge, en degrés
MG 20/5 noir
MG 20/5
IEC $684/2000
NOTE 1 la détermination de la réflexion de I'gprouvette
d’essai npire (réalisée par le Berufsgepos s Institut”fur Arbeitssicherheit, 53754 Sankt |Augustin,
Allemagne).
NOTE 2 € 5 est feprésentée par un angle d’'entrée de 0° ef un angle
d’observation de 5°. L'angle i angulaire du matériel essayé par rapport a |a lumiére
incidente| L'angle d’olservati a diregtion d’observation du matériel essayé et la diredtion de la
lumiére incidente.
Arriére-plan (taille Vue de dessus
déterminée par les
conditions du pire cas)
Arriefe-plan
B -
AOPDDR Eprouvette
AOPDDR Eprouvette d’essai

d’essai

IEC 2685/2000

NOTE La figure 3a montre une possibilité de configuration pour un essai conforme a 5.4.8.

Figure 3a — Influence de I'arriére-plan sur la capacité de détection
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X = measurement

[

Black gumboot, A Black synthetic OBla hge geometry in degred
MG 20/5 material, I er
MG 20/5 G 20

IEC $684/2000

NOTE 1 |This figure shows the results of an inkestiga for t ermination of the reflectance of the jplack test
piece (pe {ftlich stitut sicherheit, 53754 Sankt Augustin, Gerrhany).
NOTE 2 R 1 0/5 ig represented by an entrance angle of O° and an
observati angular position of the tested material with fespect to
the direct a.is the angle by which the direction of the observajion of the
tested m4g i

Background (size Top view
determined by worst-case
conditions)
Backgrpund
B .
Test niaca AOPDDR Test piECE
Testpi

IEC 2685/2000

NOTE Figure 3a shows a possible configuration for the tests of 5.4.8.

Figure 3a — Influence on detection capability by background
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Vue de dessus
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1,0 m et distance maximale

B>

AOPDDR

| Eprouvette
1 , .
i
® d'essa

f—
pr—
pr—

prm—

Source
lumineuse

IEC 2686/2000

NOTE L4 figure 3b montre une possibilité de configuration pour un essai conforme & 5.2.7.2.2.

Figufe 3b — Influence de la lumiére incandescente sur la capacité de-g:étectipn

Vue de coté

Eprouvette
AOPDDR d’essai

NOTE L fig ossibilité de configuration pour un essai conforme a 5.2.1.2.

Zone de
détection

ple 1

ette
ai

rce
luminguse

Zone/de tolérance en

elation avec |les
interférencds
lumineuses

IEq 2687/2000

Figu de la lumiére incandescente sur la capacité de détection — Exemjple 2
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Side view Top view
Test 1,0 m and maximum distance
AOPDDR piece e >
Detection plane | | TeSt
_ - ' piece
| S =p » S
Light ‘
source AOPDDR Light
source

IEC 2686/2000

NOTE Flgure 3b shows a possible configuration for a test according to 5.2.1.2.2.

Figure 3b — Influence on detection capability by incandescen

Side view

AOPDDR

Detection zone

NOTE Flieg ble configuration for a test according to 5.2.1.2.2.

nce on detection capability by incandescent light — Example 2

distange

|| Test piece

Light
sdurce

erance zone in
relation {o light
interf¢rence

IEq 2687/2000
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Vue de coté Vue de dessus
. Mesures de l'intensité lumineuse
Arriere-plan (surface réfléchie dans le plan de détection sans
. diffuse réfléchissante, I'éprouvette d’essai
Source lumineuse 0,5mx0,5m) l
'§ 1,0 m et distance maximalel a
Source | |
H I I
Plan de détection lumineuse | !
----------------- «= B .
Eprouvette
AOPDDR .
AOPDDR Eprouvette d'essai

d’essai

«a»=0,4m, mais au
moins assez large pour q
I'arriere-plan ne soit pas
détecté comme un gbje

|le-plan

s diffuses,
0,5m)

IEC 2688/2000
NOTE 1 [La figure 3d montre une possibilité de configuration pour un essai copforme

NOTE 2 |La figure 3d ne montre aucune zone de détection, car dans €e ca i ision des
mesures §ui est essayée.

NOTE 3 |[ll convient que le coefficient de réflexion de I'arriére-plan utilisé pqQur 5 la plage
des longueurs d’ondes utilisée par 'AOPDDR lui-méme et utilisé ) i ité

Figyre 3d — Influence sur la capacitétie déteet plan

Vue|de coté Vue de dessus
Mesures de l'intensité lumineuse dafs
le plan de détection sans I'éprouvette
Sour d'essai

lumineuse

q
Iy

1,0 m et distance maximale
Source -

lumineuse |
1

Eprouvette
Eprouvette AOPDDR F()j’ess i
d'essai

IEC 3689/2000

NOTE La figure 3e montre une possibilité de configuration pour un essai conforme a 5.2.1.2.4.

Figure 3e — Influence de la lumiére stroboscopique sur la capacité de détection — Exemple 1
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Side view Top view

. Measurement of intensity of
Background (diffuse reflected light in the detection

_ reflective surface plane without test piece
Light source 0,5mx0,5m) l

d (diffuse
surface
0,5 m)

IEC 2688/2000

e . .
'$ 1,0m alnd maximum distance ' a |
Light source i i
I I
Detection plane | !
----------------- «= B -
! Test piece
Test piece AOPDDR
AOPDDR P
“a” = 0,4 m, but at least
as large that the
background is not detecie
as an object
NOTE 1 |Figure 3d shows a possible configuration for a test accordjng-to

NOTE 2 |Figure 3d shows no detection zone because in this /&xam gnce on the mea
accuracy fhat is being tested.
NOTE 3 |The coefficient of reflection of the background uséd fg i all ndt vary in the range of wg
used by the AOPDDR itself and used for the mgasurement >
Figure 3d — Influence on detectiom\cap ted by the background
Sifle view Top view

ight source :

Measurement of intensity of light
in the detection plane without test pid

1,0m gnd maximum distance

surement

velengths

(53

Light source !

AOPDDR Testp

IEC 2

NOTE F

689/2000

gure’3e shows a possible configuration for a test according to 5.2.1.2.4.

Figure 3e — Influence on detection capability by stroboscopic light — Example 1
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Vue de dessus

=

J0 m et distance maximal
Source

lumineuse

1

I

I\ Eprouvette
----- ‘ . d’essai

AOPDDR

NOTE L

Figur

Vue|de coté

olérance
interférences
bs

IEC 2690/2000

ple 2

Vue de dessus

Zone de
tolérance

AOPDDR
— . . Zone de
= détection
Source
lumineuse

N
Source *
lumineuse

IEC 2691/2000

NOTE La figure 3g montre une possibilité de configuration pour les essais de 5.4.6.4.1, 5.4.6.4.2, 5.4.6.5.2,

5.4.6.5.3 et 5.4.6.6.2.

Figure 3g — Essai d’interférence lumineuse
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Side view Top view
Light source
=
'S Test piece 1,4 m and maximum distagge
AOPDDR . B !
Light source ;
Detection plane _ I| Test
J occoonoere a«c= B
AOPDDR i
Detection
zone
Bin

2690/2000

NOTE F{gure 3f shows a possible configuration for a test accordifng to 5.

Figure 3f — Influence on detection capabili

Sigle view
Measurement of intensity of Ij
l in the plane of
AOPDDR
AOPDDR

N De ) . Detection
= zone

Light source

op view

Tolerance
zone

N
b
Light source

IEC 3691/2000

NOTE F
5.4.6.6.2.

gure\3g sho possible configuration for the tests of 5.4.6.4.1, 5.4.6.4.2, 5.4.6.5.2, 5.4.6.5.3 and

Figure 3g — Light interference test
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Top view
Detection zone AOPDDR “B”

Detection zone AOPDDR “A + tolerance zone 2

a
+ tolerance zone -

< »|
<€ >

. Beam centre lines|
Test piece b
ADPDDR "A" OPDRR|"B"

IEC 2693/2000

Y

NOTE F 4.8.7) aui‘test piece) and 5.4.6.7.3.

o

N\
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Vue de dessus Arriere-plan b

Zone de détection programmée Zone de tolérance

Eprouvette
AOPDDR[? / d’essai ©

cohgept

Portée maximale de la zone de détection

»-

L 2693/2000

a8 AOPDDR avec un exemple donné de pollution homogene et d ctées sur
la fenétfe optique et de maximum de détérioration par vieiffiSse
b Arriére-plan avec réflectance la plus défavorgbfe(si I'a e-p

¢ L’éprouyette d’essai noire conduira a un plus\p appQrt sighal sU brui:?;ue ["éprouvette d’essai blanche.

Zone de capacité de détection limitée

Zone de détection programmée

Zone de tolérance

a<50 mm selon 4.1.4

r_rayon de I'éprouvette d'essai

Eprouvette d'essai b

IEC 2694/2000

a8 AOPDDR avec un exemple donné de pollution homogéne et de pollution par points maximales non détectées sur
la fenétre optique et de maximum de détérioration par vieillissement des composants, etc.

b |'éprouvette d’'essai noire conduira & un plus petit rapport signal sur bruit que I'éprouvette d’essai blanche.

Figure 4b — Configuration pour I'essai d'endurance — Exemple 2
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Top view

Configured detection zone Tolerance zone

Background b

AOPDDR([?

Maximum range of the detection zone

jhe

a AOPDD <Jikeollution on the optical w
maximu

b Backgrd 1 & values).

¢ The bla i i white test piece.

[ ] configured detection zone

|:| Tolerance zone
a <50 mm according to 4.1.4

r test piece radius

Zone with limited detection capability

»-

L 2693/2000

ndow and

Test piece b

IEC 2694/2000

a8 AOPDDR with, for example, maximum undetected homogeneous and spot-like pollution on the optical window and

maximum degeneration by ageing of components, etc.
b The black test piece will lead to a lower signal-noise-ratio (S/N) than the white test piece.

Figure 4b — Configuration for the endurance test — Example 2
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Exemples de différents modéles de boitiers d’AOPDDR et de fenétres optiques (vue de devant)

(Fenétre optique courbe) (Fenétre optique plane)

(Fenétre optique de taille
similaire au faisceau
récepteur)

Sans la feuille Sans la feuille

Sans la fepille

(¢}

Avec la feuille de 25%

Avec la feuille
minimiale
A B C

Exemples de positions incorrectes de la feuille

Boitier de 'AOPDDR Fenétre optique et lieu (;Ie présence des Feuille
faisceaux émetteur et récepteur

IEC 2695/2000

NOTE La figure 5 montre le positionnement d'une feuille de papier métallique utilisée pour la simulation de
pollution homogeéne.

Figure 5 — Essai de pollution homogeéne
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Examples of differents designs of AOPDDR housings and optical windows (front view)

(Curved optical window) (Flat optical window)

(Optical window of similar
size to receiver beam)

Without foil Without foil

ey -\

Q xamples\of gorrect positions of the foil

With 25% foil

With 45°

e

Without foil

(¢}

With minimum foil

Examples of incorrect positions of the foil

AOPDDR housing Optical window and transmitter
and receiver beam area

NOTE Figure 5 shows the positioning of the foil used to simulate homogeneous pollution.

Figure 5 — Test of homogeneous pollution

(¢}

Foil

IEC 2695/2000
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Annexe A
(normative)

Fonctions optionnelles de I'ESPE

L’annexe A de la partie 1 s’applique avec les exceptions suivantes.

Suppression:

L’'article|A.8 et les figures A.1 et A.2 ne s’appliquent pas.

Addition:

A.9 Cpnfiguration d’une zone de détection et/ou autre
afla sécurité

A.9.1 Prescriptions fonctionnelles

La conf J ne doit
pas étrg p055|ble sans l'utilisation d’unOutil. i é 2 mme de
configunation protégé par un mot de passe

Si la copfiguration est effectuée au moye uipé de
matérie| et/ou de logiciel dedle non € S re spécifique doit étre suiyie pour
configuer la zone de gk ion, doit étre conforme aux [normes
corresppndantes applicald imats ir galement, 4.2.11 de la CEIl 6149641). Il ne
doit étre¢ possible de ¢onfi J atection qu’au moyen du logiciel livrg par le
fournisseur de 'AOPDDR

La progédure ¢ ing i i€ des parametres d'entrée a I'AOPODR en
retransmettant , (rée & l'unité de configuration (par exemple un orgdinateur

it étre utilisée pour toutes les configurations concgrnant la
ation du temps de réponse.

NOTE |l ient iglration concernant la sécurité ne soit effectuée que par des personnes compeétentes.

Cette p
sécurité
A.9.2

La conflguration d'wné zone de détection ou d’autres paramétres pertinents liés a la [sécurité
doit étrd verifiée de la fagon suivante:

a) vérification de la ou des fonctions correctes de configuration pour chaque paramétre de
configuration (valeurs minimales, maximales et représentatives);

NOTE Il convient de prendre en compte la possibilité de différences entre la zone de détection affichée sur I'écran
d’un outil de configuration (par exemple un ordinateur personnel) et la zone de détection réelle de 'AOPDDR.

b) vérification de la vraisemblance des paramétres de configuration, par exemple I'utilisation
de valeurs erronées, etc.;

c) vérification que l'accés a la configuration et les méthodes employées par I'utilisateur sont
conformes aux prescriptions des normes correspondantes (voir par exemple, 4.2.11 de la
CEIl 61496-1, ou autres normes pertinentes);
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Annex A
(normative)

Optional functions of the ESPE

Annex A of part 1 applies except as follows.

Deletion:

Clause A.8 and figures A.1 and A.2 do not apply.

Addition:

A.9 Skptting the detection zone and/or other safety-reka

A.9.1 Functional requirements

The setting of the detection zone and/or other safet bossible
without psing a tool. This tool can be for example a guration
progran.

If the detting is carried out using a lintested
dedicatg¢d hardware and/or software, a etection
zone. This procedure shall be in accor bee also
4.2.11 of IEC 61496-1). | y using
softwarg supplied by the sppher 6f t

The pro smitting
these in nd sub-
sequent

This co

NOTE T

A.9.2

The sefting -0f a. detection zone or other safety-relevant parameter(s) shall be ve

follows:

ified as

a) verification of the correct setting function(s) for each configuration parameter (minimum,
maximum and representative values);

NOTE The possibility of differences between the detection zone as displayed on the screen of a configuration
tool (for example, a personal computer) and the actual detection zone of the AOPDDR should be taken into

accou

nt.

b) verification that the configuration parameters are checked for plausibility, for example by
use of invalid values, etc.;

c) verification that the access to, and methods of, configuration by the user are in accordance
with the requirements of corresponding standards (see, for example, 4.2.11 of IEC 61496-1,
or other relevant standards);


https://iecnorm.com/api/?name=b2278d7fd7607322c7f6c4fc96f9169e

— 86— 61496-3 © CEI:2001

d) vérification que dans le cas des zones de détection dont les dimensions peuvent varier
pendant le fonctionnement, les données/les signaux permettant de déterminer la taille
d’'une zone de détection, sont générés et traités de maniére a ce qu'un seul défaut ne
puisse entrainer une perte de Ia fonction de sécurité Vérifier que ce seul défaut est détecté
et entraine les OSSD a rester a I'état INACTIF ou a passer a I'état INACTIF dans le temps
de réponse de 'AOPDDR.

A.10 Sélection de zones de détections multiples
A.10.1 Prescriptions fonctionnelles

Si un AOPDDR a plus d'une zone de détection dédiée a la sécurité, un simple défaut ne doit
pas proyoquer le passage inopiné d’une zone sélectionnée a une autre. fauts |uniques
qui empéchent le changement voulu d’'une zone sélectionnée a une iCem[péchent
I'activatjon d’'une zone de détection additionnelle liée a la sécurité dojx
des OS
I'activat ' iti . ) ifi oit étre
mainten é ipti i i tion\change |de taille
en temp j S deNdétection doit

étre cor ibiliteé . er la s¢quence

d’activafi ) i une sg¢quence

incorreg = n allant

dans un

NOTE L ‘inhibition

(telle qu’s

A.10.2

Les pré hultiples

doivent gtre vérifiees de laxnanig

— Vérifier que la séle berte de
la fgnction de tecté et
entraine 'OSSD/a mps de
répognse de I'ESR

—  Vérifi hple, de
dése

- VEérifi cas de
per

— Vérifiergue il ibilité 5 "activati s zones
de dgtectiomgui

— Vérifier,Que 'AOPDDR va dans une condition de blocage quand la séquence d’aftivation
differende celle programmeée par |'utilisateur

NOTE |l faut prendre en considération que des personnes peuvent déja étre dans la zone de détection au moment
des permutations entre les différentes zones de détection.

A.11 Configuration automatique des zones de détection
A.11.1 Prescriptions fonctionnelles

Si TAOPDDR a la possibilité de configurer automatiquement la ou les zones de détection,
I'utilisateur doit vérifier que la zone de détection configurée n’est valide qu'apres avoir été
verifiee. Cela doit étre fait en pénétrant tous les segments de la zone de détection au moins
une fois, dans un couloir de 0,75 m de largeur maximale le long des limites de la zone de
détection. Ce couloir doit étre a l'intérieur de la zone de détection.
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d) verification in the case of detection zones that can be varied in size during operation, that
the data/signals for determining the size of a detection zone are generated and processed in
such a way that a single fault shall not lead to a loss of the safety function. Verification that
such a single fault is detected and causes the OSSDs to remain in the OFF-state or to go to
the OFF-state within the response time of the AOPDDR.

A.10 Selection of multiple detection zones
A.10.1 Functional requirements

If an AOPDDR has more than one safety-related detection zone, a single fault shall not lead to
an unintended change from one selected zone to another zone. Single faults that prevent an

intended change from one selected zone to another or prevent the activ ditional
safety-related detection zone shall cause the OSSDs to go to an OFE demand
requireq an activation of another zone or an activation of an additj p pecified
response time shall be maintained in this case. If a detection zon&is ¥ itn\si >on-|ine
for example by external inputs, the same requirement applies. \Cti etection
zones shall be monitored by the AOPDDR. The user shall hav . ibili igure the
sequenge of activation of the detection zones which is prapi R. If an
incorredt sequence of activation of the detection zones is de & A respond
by going to a lock-out condition.

NOTE The automatic selection of safety-related detection 3 cribed in

clause A.Y of IEC 61496-1).

A.10.2 [Verification

The funfctional requirements for the s rified as

follows.

— Verif|cation that selectiqn 0 Ve i 5 of the
safety function in the i j ted and
causgs the OSSDs bsponse
time jof the E@

- Veriffcation that/ce h of the
detegti

- Verif gponse time of the ESPE is maintained in the |case of
switghi etection zones.

- Verif as the possibility to configure the sequence of activation of the
deteq symonitored by the AOPDDR.

- Verif the AOPDDR goes to the lock-out condition when the sequgnce of
activation differs that configured by the user.

NOTE It|is*nécessary to consider that persons may already be within the detection zone at the njoment of

switching betweem diffeTentdetection Zones.

A.11 Automatic setting of detection zones
A.11.1 Functional requirements

If the AOPDDR has the possibility to automatically set the detection zone(s), the setting of the
detection zone shall be valid only after being verified by penetrating all segments of the
detection zone at least once in a corridor with a maximum width of 0,75 m along the border of
the detection zone. The corridor shall be inside the detection zone.
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La configuration automatique d'une zone de détection ne doit pas étre possible sans
I'utilisation d’un outil. Cet outil peut, par exemple, étre un programme de configuration protégé
par un mot de passe.

Pour la détermination de la précision de mesure d'une zone de détection configurée automati-
gquement, toutes les conditions, telles qu’elles sont répertoriées dans la présente partie, en
particulier les interférences de I’environnement, doivent étre prises en compte.

A.11.2 Vérification

La fonction de configuration automatique d'une zone de détection doit étre vérifiee par les
essais guivants:

— essdis selon A.9.2 a), b) et ¢);

— Vérifjer le respect de la prescription relative a la vérification d'ufe 2 DN qui a
été ¢onfigurée automatiquement, en pénétrant tous les segme étection
au moins une fois dans un corridor de 0,75 m maximal le\ong zone de
détegtion;

— Vérifjcation qu’'un outil (par exemple un programme de i i 5 mot de
pasge) est nécessaire afin de pouvoir permettre I3 [ i zone de
détegtion.

A.12 AOPDDR utilisé comme di

A.12.1 |Prescriptions de fonctionne

Dans lel cas ou 'AOPDDR it & ilis€ che est
supérielir a £30° par rapg 3 AOPDDR doit utiliser la surveillance des
limites ie référence. Si Jistan e '’AOPDDR et les limites de référgnce est
supérielire a 4,0 m, dg 2 de détection supérieurs a 100 mm| doivent
étre détpctés. :

NOTE Clela peut étr enU 6 3 de chaque objet formant les c6tés de la bordure de rdférence a
<200 mm i

Les OS XCTIF soit si la zone de détection est pénétrée so¢it si les
valeurs a somme de la distance a la limite de référence et de 14 largeur
de la zo

Siles v eWla\zone de tolérance sont supérieures a 200 mm, un AOPDDR ne {doit pas
étre utilisé e dispositif de protection du corps entier.

Le tempgs~de réponse de 'AOPDDR doit étre suffisamment court pour permettre la détection

d’une personne qui traverse la zone de détection.

A.12.2 Vérification
Vérifier que
— les documents d’accompagnement contiennent l'information nécessaire pour permettre la

conformité de l'installation aux prescriptions de A.12.1;

— les OSSD passent a I'état INACTIF si la zone de détection est pénétrée ou si les valeurs
des mesures dépassent la somme de la distance a la limite de référence et de la largeur de
la zone de tolérance;

— la zone de tolérance est <200 mm;

— le temps de réponse est suffisamment court pour permettre la détection d’une personne qui
traverse la zone de détection.


https://iecnorm.com/api/?name=b2278d7fd7607322c7f6c4fc96f9169e

61496-3 © IEC:2001 -89 -

The automatic setting of a detection zone shall not be possible without using a tool. This tool
can be, for example, a password protected software configuration program.

When determining the ranging accuracy of an automatically set detection zone, all conditions
as listed in this part shall be taken into account, especially environmental interferences.

A.11.2 Verification

The functional requirements for automatically setting a detection zone shall be verified by the
following tests:

AY

- teStSi/abbUId;lly toA-92a) byand—e):

- test Whether the requirements for an automatically set detection zone/a etrating
all seggments of the detection zone at least once in a corridor wijtk i 0,75 m
along the border of the detection zone;

— verification that a tool (for example, a password protected s rogram)
is nepessary to enable automatic setting of a detection zope.

A.12 AOPDDR used as a whole-body trip device

A.12.1 |Functional requirements

If the A +30° to

the dete aximum

distance isplace-

ment of

NOTE This may be achieved Mt B\ Wi of_ea j i i reference

boundary|(see figure AA.3 dimensjon “& \

The OYSDs shall, _go r if the
he width

measuré¢ment @
of the tdlerance zopé.

If the v4 ¢ >200 mm, an AOPDDR shall not be used as @ whole-

The resj
passing

d person

A.12.2

Verify that

- the accompanying documents contain the information necessary to enable compliance of
the installation to the requirements of A.12.1;

- the OSSDs go to the OFF-state either if the detection zone is penetrated or if the
measurement value exceeds the sum of the distance to the reference boundary and the
width of the tolerance zone;

— the tolerance zone is <200 mm;

- the response time is short enough to ensure the detection of a person passing through the
detection zone.
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